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Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constam-
ment revu par la Commission afin d’assurer qu’il refléte bien
[’état actuel de la technique.

Les renseignements relatifs 4 ce travail de révision, & 1’établis-
sement des éditions révisées et aux mises a jour peuvent étre
obtenus auprés des Comités nationaux de la CEI et en consultant
les documents ci-dessous:

@ Bulletin de la CEI

® Rapport @’activité de la CEX
Publié¢ annuellement

® Catalogue des publications de Ia CEI

‘

Revision of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised
editions and amendment sheets may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC sources:

@® IEC Bulletin

@ Report on IEC Activities
Published yearly

@ Catalogue of IE C Publications

Rublié annuellement

Terminologie utilisée dans la présente publication

Seuls sont définis ici ou dans la Publication 147-0 de la CEI
des tefmes spéciaux se rapportant a la présente publication.

En [ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera 4 la Publication 50 de la CEI: Vocabulaire Electro-
techniyue International (V.E.L), qui est établie sous forme de
chapifires séparés traitant chacun d’un sujet défini, I'Index gén
ral ét
peuvepit étre obtenus sur demande.

Symboles graphiques et littéraux

Sedls les symboles graphiGues\et

Le fecueil complet des §

CE1 1ait objet de i
Leq symboles lit 3
et lesmicrocircuits inté
la CHI.

Leg
font Fobjet d

Autres publica
Comité d*Etudes

Published yearly

ose of this publication
147-0.

eferred to IEC Publi-
Vocabulary (I.E.V.),
chapters each dealing
being published as a
V. will be supplied on

aphical and letter symbols
Only special graphical and letter symbpls are included in this
publication. '

The cdmplete series of graphical symbols approved by the
IEC is given in IEC Publication 117.

The letter symbols for semiconductor [devices and integrated
microcircuits are contained in IEC Publication 148.

Letter symbols and other signs appgoved by the IEC are
contained in IEC Publication 27.

‘Other IEC publications prepared by the same
Technical Committee

L’attention du lecteur est attirce sur la page 3 de la couverture,
qui énumeére les autres publications de la CEI préparées par le
Comité d’Etudes qui a établi la présente publication.

The atiention ol readets is drawn 1o the inside of the back
cover, which lists other IEC publications issued by the Technical
Committee which has prepared the present publication.
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SOMMAIRE Numéro
Pages de la méthode
PREAMBULE. . . . . . . . . . . . . . . . ... O dem*esure
PREFACE . . . . . . . .« . e e s e 14 -
CHAPITRE VI: CIRCUITS INTEGRES DIGITAUX
A I'étude
CHAPITRE VII: CIRCUITS INTEGRES ANALOGIQUES
SECTION UN — AMPLIFICATEURS LINEAIRES INTEGRES
(¥ COMPRISES MR AR HCATE LRS- RERATIOMNAHELS)
Articles
1. Introduction. .
1.1 Généralités . . . . . e
1.2 Précautions générales . .
1.3 Exigences concernant amplificateur supplémentaire A (amplif
composants associés .
2. Courants des alimentations . . . . . . . . . . . . 22
3. Impédance d’entréc en petits signaux . 24 23
3.1 Méthodea. . 24
3.2 Méthode b (applicable seulement aux amplificafeurs 30
4. Impédance de sortie. . . 34 24
4.1 Méthode a . s 34
4.2 Méthode b (applicable seule
sortie) a 'étude . . . . . . 38
38 25, 26
38
42
46 27
46
50
52 28
52
56
60 29
62 30
62 31
62
64
FréquesCe(s)decoupure . . . . . . . . . . . . . .. ..o ... ... ..., 068 32
12.  Taux de réjection en mode commun . . . . . . . . . . ... L. 70 33
12.1 Méthode a (mesure en alternatif) . . . . . . . . . . . . ... ... ... ... 10
12.2 Méthode b (mesure en continu) . . . . . . . . . . . . ... ... ... 12
13.  Taux de réjection des alimentations . . . . . . . . . . . . ... . ... .. ... 16 34
13.1 Méthodea . . . . . . . . . e a6
132 Méthodeb . . . . . . . .. e e e 78
14. Dynamique de sortie (mesure en courant continu seulement) pour les amplificateurs diffé-
rentiels . . . . .. . ..o L. T . 35
15. Tempsderéponse . . . . . . . . . . .. e e e e e e e e 86 39
* Voir les annexes au sommaire.
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CHAPTER VII;: ANALOGUE INTEGRATED CIRCUITS

SECTION ONE — INTEGRATED LINEAR AMPLIFIERS (INCLUDING OPERATIONAL AMPLIFIERS)

Page
15

15

Number
of measuring

method
®

Clause
1. Intrdqduction. . .
1.1 General . . . . . . . .. . 19
1.2 (eneral precautions. . . . . . . . . . \/
1.3 Requirements for the additional amplifier A (null amplifier) and associated com >
2. Powgrsupply currents . . . . . . . . .. 22
3. Small-signal input impedance 23
3.1 Methoda . . . . . .. .
3.2 Method b (applicable only t
4. Output impedance . . . . . . 35 24
4.1 Methoda . . . . . . . . . . . .. / . 35
4.2 Method b (applicable only to differential Mput a
inder consideration . . . . . . . . . 39
5. Inpyt offset voltage of a differential input inte
single-ended input integrated linear amplifier . .\ . 39 25,26
5.1 Methoda . . . . . . / N\. - 39
5.2 Method b (applicable only™Mo diffege 43
6. Inpit offset current 47 27
6.1 Method a . 47
6.2 Method b . 51
7. Inpyt bias current 53 28
7.1 Methoda . .\ 53
7.2 57
8. Inp 61 29
9. Inp 63 3
10. Opd S . e 63 3
10.] AN NS 63
10.1 Method-bapplicable only to differential input linear amplifiers) . . 65
11. CuttoffAreghency (fretftiencies) . . . . . . . . 69 3
12.  Cothmon-mode rejection ratio . . 71 3
12.1 Method a (a.c. measurement) . . . . . . e e 71
12.2 Method b (d.c. measurement) . . . . . . . . . . . . 73
13.  Supply voltage rejection ratio . . . . . . . e 77 34
13.1 Methoda. . . . . . . . . P 77
13.2 Methodb. . . . . . . . . . .. ... e 79
14.  Output voltage range (d.c. measurement only) for differential amplifiers . 83 35
15. Responsetimes . . . . . . . . . .. e e e 87 39

* Sce Appendices to Contents.
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SECTION DEUX — REGULATEURS DE TENSION, A L’EXCLUSION DES DISPOSITIFS
A DEUX BORNES (DIPOLES)

Numéro
de la méthode
de mesure

*

Articles Pages
1. Précautions générales . . . . . . . . . . . . ... Lo 2
2. Cocfficicnt de régulation en fonction de la tension d’entrée et coefficient de stabilisation en

fonction de la tension d’entrée . . . . . . ... L L. 92
3. Taux de réjection de Pondulation résiduelle de la tension d’entrée . . . . . . . . . . . 96
4. Coefficient de régulation en fonction de la charge et coefficient de stabilisation en fonction
delacharge . . . . . . . . . . .. L. oo 98
5. Tension de bruitensortie . . . . . . . . . . . . . . .. .. ... ... ..., 100
6. Cocfficient de température de la tension régulée de sortie . . . . . . . . . . . . . . . 102
7. Courant de polarisation intrinséque . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... ... 104
¥ Courant d¢ Court-Circr .
9. Tension de référence
10. Réponse transitoire aux variations de la tension d’entrée .
11. Réponse transitoire aux variations du courant de charge .

Note. — Les chapitres V et VI ne sont pas encore publiés.

* Voir les annexes au sommaire.

53

12
13

14
15
16
17
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19
20
21
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Number
SECTION TwO — VOLTAGE REGULATORS, EXCLUDING of measuring

TWO-TERMINAL (SINGLE-PORT) DEVICES method

Cluause Page *
l. General precautions. . . . . . . . . . . ... .93

2. Input regulation coefficient and input stabilization coefficient . . . . . . . . . . . . . 93 12
Ripple rejection vatio . . . . . . . . . . .. ... 97 13
4. Load regulation coefficient and load stabilization coefficient . . . . . . . . . . . . . . 99 14
5. Output noise voltage . 15
6. Temperature coefficient of regulated output voltage . 16
7. Stand-by current {quiescent current) . 17
8. Short{circuit current 18
9. Refer¢gnce voltage. 19
10. Translent response to changes of input voliage . 0
11, Translent response to changes of load current . 21

Note. - — Chapters V and VI are not yet published.

N

* See Appdndices to Contents.
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ANNEXE 1

NUMEROTATION DES METHODES DE MESURE (voir notes)

Ne Caractéristiques 4 mesurer
1 Courant total extrait des alimentations (fonctionnement dynamique)
2 Puissance fournie & travers une ligne d’horloge
3 Temps de propagation
4 Temps de délai
5 Tempsdetransition
6 Capacités d’entrée et de sortie pour un fonctionnement en grands signa
7 Temps de propagation (circuits MOS)
8 Temps d’établissement
9 Temps de maintien
10 Fréquence de commutation
11 Capacités d’entrée et de sortie, résistances d’entrée et de softie eq val tes
12 Coefficient de régulation en fonction de la tension d% isagion en fonction
de la tension d’entrée
13 Taux de réjection de 'ondulation résiduelle de la t€nsion
14 Coefficient de régulation en fonction de la charg efficient tisation en fonction fle la charge
15 Tension de bruit en sortie
16 Coefficient de température de la tension r¢gulégd
17 Courant de polarisation intrinséque
18 Courant de court-circui
19 Tension de référence
20 Réponse transitoire a
21 Réponse transitoire aux v
22 Courants des alimentat'

épponse total)

Notes 1. — Toutes les méthodes de mesure pour les circuits intégrés sont numérotées dans I'ordre ou clles|apparaissent a la CEI,

QU cIEs WMWMNWWMWNWmmm sont rcprodu1ts
dans les matrices (voir annexes II, III et 1V) qui indiquent & quels types de circuits ces méthodes s’appliquent.
De plus, & la gauche des matrices, on indique les publications ou sont décrites les méthodes de mesure (cela est
particuliérement important pour les circuits d’interface).

La liste des numéros et les matrices devront &tre remises a jour a chaque révision des publications sur les méthodes
de mesure des circuits intégrés.

2. — Le numéro de chaque méthode de mesure est reproduit dans un rectangle, aussitoét apres le titre de la méthode de
mesure correspondante.
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APPENDIX I

NUMBERING OF MEASURING METHODS (see notes)

- -
No. Characteristics to be measured
1 Total current drawn from the power supplics under dynamic conditions
2 Power supplied through the clock line
3 Propagation times
4 Delay times
5 Transition tmes
6 Input and output capacitances for large signal operation
7 Propagation times (MOS)
8 Set-up times
9 Hold times
10 Switching frequency
11 Equivalent input/output capacitances/resistances
12 Input regulation/stabilization coefficients
13 Ripple rejection ratio
14 Load regulation/stabilization coefficient
15 Output noise voltage
16 Temperature coefficient of regulated output voltage
17 Stand-by (quiescent) current
18 Short-circuit currents
19 Reference voltage
20 Transient response to changes of inpu e
21 Transient response to changes of load cut
22 Power supply currents
23 Small-signal input impedance
24 Output impedance
25 Input offset voltag
26 Bias voltage
27 Input offsct cunrdat
28 .
29 {icicn
30 dient
31
32
33
34
35
36
37 S
under consideration
38
39 i 2y time, slope time, ripple time, total response time)
Notes 1. £ Allneasuring methods for integrated circuits arc nwmbered in the sequence they become known in the 1EC, ng matter

whether they belong to digital, analogue or interface integrated circuits. The numbers rccur in the matrices
(see Appendices II, 111 and 1V) which show the measuring methods applicable to the individual kinds of circuits.
In addition, on the left margins of the matrices, the publications are stated where the measuring methods are
described (particularly important for interface circuits).

Numbering list and matrices will be updated with each subsequent revision of the publications on measuring mcthods
for integrated circuits.

2. — The number of each measuring method is reproduced in a “box”, after the title of the relevant measuring method.
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_ 14 —

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

Neuviéme complément a la Publication 147-2 (1963)

VALEURS LIMITES ET CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES
DES DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS ET PRINCIPES GENERAUX
DES METHODES DE MESURE

Deuxi¢me partie: Principes généraux des méthodes de mesure

Chapitre VII: Circuits intégrés ana

dr des Comités d’Etudes
ou sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant lsrande mesure possible

un accord intcrnational sur les sujets examinés.

les Comités nationaux.

tés nationaux adoptent
dans leurs régles nationales le & de 1 S onditions nationales le
pondante doit, dans la

La présente publcati des N° 47 de la CEIL

Dispositifs a se

, de la Publication 147-2

avaux qui ont débuté a
). Un projet, document
bn juillet 1975,

Leningtad (N6
u Cgntra

grononcés explicitement en faveur de la publication de cette section:

agne Israél Suéde

Italie Suisse
Belgique Japon Tchécoslovaqui
anada Pays-Bas Turquie
Danemark Pologne Union des Répybliques
Espagne Roumanie Socialistes Soliétiques
Fres Royatme-Lhnd

Une notc restrictive au paragraphe 10.1, document 47A(Bureau Central)77, fut soumise & I'approbation des Comités natiopaux
suivant la Procédure des Deux Mois en aott 1976.

Les pays suivants se sont prononcés explicitement en faveur de la publication de cette note:

Allemagne Dancmark Pologne
Argentine Espagne Roumanie
Australie Etats-Unis d’Amérique Royaume-Uni
Belgique Finlande Suede

Canada Japon Suisse

Chine Pays-Bas Turquic

Le Comité national italien a voté contre la publication de cette note.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

Ninth supplement to Publication 147-2 (1963)

ESSENTIAL RATINGS AND CHARACTERISTICS OF SEMICONDUCTOR
DEVICES AND GENERAL PRINCIPLES OF MEASURING METHODS

Part 2: General principles of meas"rjng methods
Chapter VII: Analogue integrated circuits

FOREWORD

1) The forfnal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared k
Nationaj Committees having a special interest therein are represented, expg€ss, 2
consensyis of opinion on the subjects dealt with.

iall the

schnical Shymittees
g ¢ itional

2) They hqve the form of recommendations for international use and théy arc n that
sense.
* 3) In ordef to promote international unification, the y tho-Wwi a adopt

the text|of the TEC recommendation for their ng rgence

between| the IEC recommendation and the corresy icated
in the laftter.
This publication has been prepabe fo. 47,

Semiconductor Devices and Integ

It consti

This sup,
The sect al amplifiers) results from the work started in Leningrad (1949) and
continued and Munich (1973). A draft, Document 47A(Central Office)s7, was

submitted : : itiees-for approvatunder the Six Months” Rule in July 1975.

The folldwing countries voiR icitiin favour of publication of this section:

Sweden
Italy Switzerland
Japan Turkey
Czeehoslovakia Netherlands Union of Soviet
Denmark Poland Socialist Republics
France Romania United Kingdom
Gersany Spain

A restrictive note to Sub-clause 10.1, Document 47A(Central Office)77, was submitted to the National Committees for
approval under the Two Months’ Procedure in August 1976.

The following countries voted explicitly in favour of publication of this note:

Argentina Finland Spain

Australia Germany Sweden

Belgium Japan Switzerland

Canada Netherlands Turkey

China Poland United Kingdom
Denmark Romania United States of America

The Ttalian National Committee voted against publication of this note.
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L’article 15 résulte des travaux qui ont débuté & Munich (1973) et se sont poursuivis a La Haye (1974) et a Tokyo (1975).
Un projet, document 47A(Bureau Central)70, fut soumis & lapprobation des Comités nationaux suivant la Régle des Six Mois

en avril 1976.

Les pays suivants se sont prononcés explicitement en faveur de la publication de cct article:

Allemagne
Argentine
Australie
Belgique
Canada
Chine
Danemark

Egypte
Espagne

Etats-Unis d’Amérique

Finlande
France
Japon
Pays-Bas

Pologne

Roumanie

Royaume-Uni

Suéde

Suisse

Turquie

Union des Républiques
Socialistes Soviétiques

La section sur les régulateurs de tension résulte de travaux qui ont débuté a Stockholm (1971) et se sont poursuivis
Munich (1973) et a La Haye (1974). Un projet, document 47A(Bureau Central}56, fut soumis & I'approbation des Comités

pationaux-—suiantla Réule des Six Mais en juillet 1975

Les pays suivants se sont prononcés explicitement en faveur de la publication de cett,

Allemagne

Australie

Belgique

Canada

Danemark

Espagne

Etats-Unis d’Amérique

Israél
Italie
Japon
Pays-Bas
Pologne
Roumanie

Royaume-Uni

ques
igtiques
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Clause 15 results from the work started in Munich (1973) and continued in The Hague (1974) and Tokyo (1975). A draft,
Document 47A(Central Office)70, was submitted to the National Committees [or approval under the Six Months’ Rule in April 1976,

The following countries voted explicitly in favour of publication of this clause:

Argentina France Switzerland
Australia Germany Turkey

Belgium Japan Union of Soviet
Canada Netherlands Socialist Republics
China Poland United Kingdom
Denmark Romania United States

Egypt Spain of America
Finland Sweden

The scction on voltage regulators results from the work started in Stockholm (1971) and continued in Munich (1973) and
The Hague (1974). A draft, Document 47A(Central Office)S6, was submitted to the National Committees for approval under the
Six Months| Rule in July 1975.

The folloying countries voted explicitly in favour of publication of this section:

Australia Italy Switzerlah
Belgium Japan

Canada - Netherlands

Czechoslovakia Poland

Denmark Romania

Germany Spain

Israel Sweden

&
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Neuviéme complément a la Publication 147-2 (1963)

VALEURS LIMITES ET CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES
DES DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS ET PRINCIPES GENERAUX
DES METHODES DE MESURE

Deuxiéme partie: Principes généraux des méthodes de mesure

CEIA DD XX AN ORI YNNG NI ALY

1.

1.1

X

A
CHAPITRE VI CIRCETITS INTEGRES D AU

A I'étude

Introduction

Généralités

Les méthodes de mesure/Suivantes so, idérées comme des méthodes géngdrales applicables

omprenant les amplificateurs opérationnels.

Jes, deux’ méthodes de mesure différentes sont|indiquées. Il faut

A des, types d’amplificateurs différents (par exemple du type a une

esurer une caractéristique dans les mémes conditipns (par exemple:

romme méthodes

dis que d’autres (en général appelées «méthode b») sont|particulierement
s auR équipements de mesure automatique. Dans cette derniére catégorie, les méthodes
Wantes pelvent étre regroupées en une suite d’essais utilisant le méme circuit d¢ base:

égjstance différentielle d’entrée (méthode 3.26);

— tension de décalage a I'entrée d’un amplificateur a entrées différentielles (méthpde 5.2b);

— courant de décalage a 'entrée d’un amplificateur a entrées différentielles (méthode 6.2b);
— courant de polarisation a 'entrée d’un amplificateur a entrées différentielles (méthode 7.2b);
— amplification en tension (en continu) d’un amplificateur & entrées différentielles (méthode 10.25);

— valeur en continu du taux de réjection en mode commun dun amplificateur a entrées
différentielles (méthode 12.25);

— taux de réjection des alimentations (pour une ou plusieurs sources d’alimentation)
(méthode 13.2h);

— dynamique de sortie (pour un amplificateur a entrées différentielles) (méthode 14).
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Ninth supplement to Publication 147-2 (1963)

ESSENTIAL RATINGS AND CHARACTERISTICS OF SEMICONDUCTOR
DEVICES AND GENERAL PRINCIPLES OF MEASURING METHODS

1.

1.1

Introfluction

Genpral

]

Part 2: General principles of measuring methods

CHAPTER VI: DIGITAL INTEGRATED CIRCUITS

uUnder consideranon

(INCLUDING OPERATIONAL AMPLIFIK

types of integrated linear amplifiers, in¢luding op

For many characteristicy

most

hoted

a) |they may be app input
types); or @
b) |they may ly or
d.c. method qf
Furthermp \e niethods (usually labelled as “method a”) are suitable as laboratory methods,
wh) s “method b”) are those particularly suited to be used in automatic
tes tter ¢Ontext, it should be noted that the following methods can be grouped
toge sequence of tests using basically a fixed measurement set-up:
— |input-offset vottage of a differential input amplifier (method 5.2b);
_ Lnbut-offcet current-aofa differential innut amnlifier method 6 24):
| ¢ T ¥ AY 7
— input bias current of a differential input amplifier (method 7.20);
— d.c. voltage amplification of a differential input amplifier (method 10.24);
— d.c. value of common-mode rejection ratio of a differential input amplifier (method 12.28);

supply-voltage rejection ratio (for one or more supplies) (method 13.25);

output voltage range (for a differential input amplifier) (method 14).
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Cet ensemble de méthodes nécessite I'utilisation d'un amplificatenr supplémentaire (appelé A
dans cette norme) dont les exigences sont indiquées au paragraphe 1.3.

De plus, cet ensemble de méthodes nécessite généralement de calculer les caractéristiques a
mesurer.

La liste des méthodes de mesure n’est pas compléte et pourra étre complétée ultérieurement.

Dans certaines mesures (par exemple: «tension de décalage» et «courant de décalage»), les
caractéristiques spécifiées impliquent que la mesure est effectuée a Pentrée de Iamplificateur.
Les méthodes utilisent actuellement des mesures faites 4 la sortie et profitent du gain de ampli-
ficateur pour réduire leffet de Pimpédance au point de mesure.

1.2 Précautions générales

1. On doit veiller a ce qu’il ne se produise pas d’oscillations garasit¢spendant I¢s mesures.
2. On doit brancher tout circuit auxiliaire ou de stabilisation ifig abyjicant.

Toutes les sources d’alimentation doivent avoir
fréquences des signaux utilisés lors des mesure

ent nulle pour les

la caractéristique
inution progressive
e, de changement

Féférence doit étre
outes les mesures.

circuit de mesure ou qu'on le d¢connecte, on doit
es d’utilisation pendant ces opérdtions.

t étre appliquées suivant la séquence forrecte.

ontinu, il est possible que certains parameétres varient sous
d environnement, en particulier la température. [Lorsque plusieurs
at &tre faites afin de déterminer la valeur d’upe caractéristique,

Aplificateur supplémentaire A (amplificateur de zéro ) et les jomposants associés

méthodes de mesure effectuées par I'équipement de mgsure automatique
bes différentielles A

e boucle fermée; cet ensemble est indiqué par le schéma synoptique de Ip figure 1, page 22.
Cet amplificateur A avec ses composants associés constitue un «amplificateur d¢ zéro».

Les caractéristiques des composants du circuit de base situés a l'intéricur dgs lignes pointillécs
sont les syivantes:

Amplificateur A
11 doit avoir, de préférence, des caractéristiques semblables a celles de 'amplificateur a mesurer,
et en particulier:
— une amplification en boucle ouverte supérieure a 60 dB;
— une dynamique de sortie convenable;

— une gamme de tensions d’entrée en mode commun convenable pour la tension de sortie du
circuit intégré a mesurer.
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This group of methods requires the use of an additional amplifier (labelled A in this standard),
the requirements of which are given in Sub-clause 1.3.

Furthermore, this group of methods usually requires the characteristics being measured to be
obtained by calculation.

The list of measurement methods is not intended to be complete, and may be extended

future.

1.2 General precautions

1.3 Re

in the

In certain measurements (c.g. “offset voltage” and “offset current”), the specified characteristics
imply measurement at the input of the amplifier. The methods actually use measurements made
at the output in order to use the gain of the amplifier to reduce the effect of impedance on the
measurement point.

such operations.
Where required,
In making .d.c.
influencee
ments are tg b

between sugh x

[Thefequired characteristics for the components of the basic circuit within the dotted lines

pCcCur.

n the

bf the
essive
n the

+2°C
ircuit,

Juring

br the
asure-
terval

ement
block
utes a

are as

fo

lows:

Amplifier A

It should preferably have characteristics similar to those of the amplifier under measurement,
but particularly:

— an open-loop amplification greater than 60 dB;

an adequate output voltage swing;

— an adequate common-mode input voltage range for the output voltage of the integrated

circuit under measurement.
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Circuit intégré

a mesurer

al

Vy =tension de

et R, pour avoir un gain et des caracté
sur A. Elles doivent répondre aux exigences suivant

ésistance de sortie de Pamplificateur A.

En“outre, R, doit avoir une valeur aussi faible que possible, adaptée aux autre

référence.

ristiques d’entrée
es:

b exigences.

e comdensateur € Peut €1TT TIECESSATe pouT ¢viter (es OsTiations parasites

dans le montage.
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Ecm
Ro

Integrated circuit
under measurement

Ba

0
H

R

<

Amplifier

Furthermore, R, should have as small a value as possible, consistent with the other requir

ments.

Capacitor C may need to be added to avoid any parasitic oscillations 1 the measurement

set-up.
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2. Courants des alimentations [22]

2.1  But

Mesurer la valeur du courant fourni par 'alimentation pour un signal de sortie nul et/ou maximal.

2.2 Précautions a prendre
Voir le paragraphe 1.2 sur les précautions générales.

2.3 Exécution

Regler les tensions d’alimentation aux valeurs specinees.

Relier tous les circuits de polarisation au circuit intégr
polarisation a la valeur spécifiée.

figé, ct régler la

Appliquer un signal spécifié et une charge spécifi¢e

Pour un signal de sortie nul et/ou maximal, notg que alimentation.

2.4  Conditions spécifiées

eSurer Jes valeurs des parties réelle et imaginaire (sans le signe) de lithpédance d’entrée
dhun amplificateur linéaire intégre.
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2. Power supply currents

2.1

Purpose

To measure the value of the current drawn from the power supply under zero and/or maximum

output signal conditions.

2.2 Precautions to be observed

2.3

2.4

3. Sipall-signal in;u €

See Sub-clause 1.2 on general precautions.

Measurement procedure

The cnpp]\/ vnltagpq are set to the snecified values
xr

Any necessary biasing circuits are connected to the integrated circuit
gonditions are set to the specified value(s).

A specified signal source and a specified load are applied to the integ

With zero output signal and/or maximum output signal, the ¥
4re noted. '

Specified conditions

1— Ambient or reference-point temperature.

1+ Power supply voltage(s).

equency and wav

L Conditions at oths

— Loop conditi

Method a

mpedanee®l ak integrated linear amplifier.

he bias

supply

he input



https://iecnorm.com/api/?name=356e551f6f37ab09e631de759e671f95

3.1.2 Schéma

Alimentations continues

S

Affaiblisseur

"

Alimentations continues

i
Circuit intégré '
a mesurer Ri V'O
y
2

B 3 P
|
|
3(3 l' Za !
= e——— Référen i
|
|

Ry

Note. — Z, est égale a I'impédance caractéristique de laffaiblisseur.

=Y

Resie—aecb.
B

PLECw=vel
THETTOTrv e TS T ooy

Lentrdac oumatrianiac
ot SRS HHHeSss
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3.1.2  Circuit diagram
D.C. supplies

—

R4
——  Attenuator } _7_ A 1 T
’ I

Integrated circuit
under measurement |

=
|/

J O —— —— —— —— Reference

AN

Notes 1. — Z, is equal to the characteristic impedance of th attent

2. — For single-ended output, P should be earthéd>
For symmetrical outputs, P should not bésarthedh

F1G. 2. — Measurement circuit with inp

D.C. supplies

—

IN

N\ \/_? OJ 3

ote. — Z, is equal to the characteristic impedance of the attenuator.

7

FiG. 3. — Measurement circuit with mput terminals balanced.
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Affaiblisseur

i

Va R+iX

1"
A
\_/
mN
- — — N —— -

|
|
\
|
v 2

F1G. 4. — Représentation du circuit équivalent.

3.1.3  Description et exigences du circuit

és¢au a trois bornes
te quelle paire de

quelle les bornes

orne n° 2 et celle

dance d’entrée en
mode différentiel),
cure celui indiqué

de la mesure est
affaiblisseur (atté-
npédance d’entrée

déterminant deux
oisit les valeurs 2
h de l'affaiblisseur
valeur de V, est

La résistance de charge R; est choisie de maniére a ce que le circuit fonctionne de fagon
correcte dans des conditions spécifiées.

La valeur de I'impédance de l'affaiblisseur (atténuateur) doit étre treés faible vis-a-vis de l'im-
pédance d’entrée, c’est-a-dire:

\/RZ—I—XZ
Z, & ————
’ 100
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ﬁm I

Attenuator ‘ <1>—‘
|
|
I !
SO eI S I
I I
i t 2

FiG. 4. — Equivalent circuit representation.

3.1.3  (ircuit description and requirements

work,
an|

Is are
ui] 1ay be
m 1 if so

refjuired by the specification.

The basic arrangement may be modj N under
b3 i t shown

i

=
I
o]
[=1
=
[¢]
N
b=}
=
aq
[¢]
N
~
o
&
=
S
=8
=
o
(€]
jS4
]
=

¢’object of the measurement is to pbtain
two known values of<the y ich with known settings of the attegquator,
mpintain the outpyt ge Vo atla 1% . JThe value of the input impedance mal then
bg¢ calculated as follows

The inpuit Q

It may be shgq

ains two unknowns (R and X) and they may be evaluated by finding
two values o for known ratios of V;/V,. The method selects values of 2 and 4 Jor the
r4ti6/V, /V,, corresponding to changes in the attenuator setting (from the initial setting) qf 6 dB

o ol —R1 1 Follh &2 ot s, 1 PR § i 14 <
AT TZ27ab. TIIC vdartae OT v 15 ITAT TaITCG COTIS TATIU, P T VT y - OIS AT te TR

The load resistor R; should be chosen so that the circuit is operating well within specified
conditions.

The value of the attenuator impedance should be very low compared with the input impedance,
1e.:

\//RZ + X2
100

VRS


https://iecnorm.com/api/?name=356e551f6f37ab09e631de759e671f95

30 —

3.1.4 Précautions a prendre
Voir le paragraphe 1.2 relatif aux précautions générales.
3.1.5 Exécution

Brancher I circuit intégré dans le circuit de mesure comme il est indiqué dans les figures 2,
ou 3, page 26.

Régler les tensions de polarisation et d’alimentation aux valeurs spécifiées.

L’interrupteur S étant fermé, régler le générateur a la fréquence spécifiée; ajuster sa sortie, ainsi
que la position de P'affaiblisseur (atténuateur) pour obtenir un signal de sortie I, sans distorsion.

Stassurer que lamplificateur fonctionne dans sa partie linéaire comme il est indiqué dans les
précautions générales.

Ouvrir alors Pinterrupteur S et réduire Vindication de Paffajblisse
Déterminer la valeur de R, de fagon a retrouver le niveau de soft}

(att@opateur) de 6 dB.

Réduire & nouveau lindication de laffaiblisseur (atténd
dessous de 'indication initiale) et déterminer une deuxi
le niveau de sortie V.

-a-dire 12 dB en
acon a conserver

On peut obtenir les valeurs des composante ance d’entrée par
calcul. Il sera bon en geénéral de faire des graphiqu squels on pourra

ke), on peut simplifier
la mesure. Dans ce ¢a8, C e, Ve lisseur (atténuateur);
la valeur Ry, nécessaile le a Ja valeur de la
résistance d’entréc.

Mesurer la valeur de Ja résistance différentielle d’entrée d’un amplificateur a enfrées différentielles.

Note. — Afin de pouvoir considérer 'impédance d’entréc comme une résistance pure, la fréquence du signal de mesure
q
doit &tre suffisamment basse pour quwil n’y ait pas de différence de phase appréciable entre les tensions aux
bornes d’entrée de 'amplificateur 4 mesurer avec ou sans la résistance série R.
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3.1.4 Precautions to be observed

See Sub-clause 1.2 on general precautions.

3.1.5 Measurement procedure

The integrated circuit is connected in the measurement circuit as shown either in Figure 2,
or Figure 3, page 27.

The bias and supply voltages are set to the specified values.

With switch S closed, the signal generator is set to the specified [requency, and its output
and the setting of the attenuator are adjusted such -that an undistorted output signal V4 is
obtained. A check should be made to ensure that the circuit is operating within its linear operating

re on—ac ctatad 1ﬂ the apeneral oo 1nhnno cv:r\hr\n
H-a5-5tateath—tne-geherar

§witch S is then opened, and the attenuator setting reduced by 6 dB. A e of R\ 'obthined

so that the output level of 1 is established again.

nd a
sec

nired
val

Notge. may be

of Ry

316 Sy

3.2 Melhod b (applicably only to differential input amplifiers)

3.2.1 Plrpose

o measure the value of the differential input resistance of a ditferential input amplifier.

Note. - In order to be able to consider the input impedance as a pure resistance, the measurement signal frcquency
must be sufficiently low so that there are no significant phase differences between the voltages at the input
terminals of the amplificr to be measured with or without the series resistor R.


https://iecnorm.com/api/?name=356e551f6f37ab09e631de759e671f95

3.2.2 Schéma

Circuit intégré
a mesurer

Sz

Ry " S2 RL

Il
/
oo oo

Amplificateyr A

{®

. — Circuit général de mesure.

aphe 1.3. De plus,

: entrée différentielle
circuit intégré a mesurer;
2 valeur de la résistance R, doit étre inférieure a R; qui, a son tour,

foit é&tre inféricure

a 1.

Le condensateur C doit avoir une admittance trés faible a la fréquence de mesure.

Le rapport entre R; et R, doit étre tel que la tension ¥ ne dépasse pas la dynamique de sortie

de lamplificateur A.
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3.2.2  Circuit diagram

, Rf S1
7 o—
+ECM RO I_—_f_?—'
| I -
Ss Ec
7 integrated circuit
under measurement i
Q £g 1 + Sa |
I

| S |
—Ecm Ro R

J S

/ R4
Amplifier A
i |
! —C +
Vi
' )
| _ D

1l

323 (

value
of

stance

~—| the\vdlue of reSistor Ry should be smaller than Ry which in turn should be smaller than rf;.

Capacitor C must have a very low admittance at the frequency of measurement.

The ratio between R; and R, should be chosen so that voltage 17, does not exceed the output
voltage swing of amplifier A.
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3.2.4 Précautions d prendre
Voir le paragraphe 1.2 sur les précautions générales.
325 Exécution
Brancher le circuit intégré dans le circuit de mesure comme il est indiqué dans la

Régler les tensions d’alimentation aux valeurs spécifiées.

figure S, page 32.

Fermer linterrupteur S,, relier a la terre le commutateur Ss, relier le commutateur S, au

générateur.

Fermer d’abord les interrupteurs Sy et S, et mesurer la tension de sortie V(- q).

QOuvrir ensuite les interruptenrs S et S, et mesnrer a fension de sortie Vi oo
+ R

La résistance d’entrée différentielle r;, est donnée par:
id

~ 2R
[VL(R = 0)/ VL(R: R

Fid

3.2.6 Conditions spécifiées

— Température ambiante ou températurg

— Tension(s) d’alimentation.

nce de sortie d’un
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324  Precautions to be observed
See Sub-clause 1.2 on general precautions.

3.2.5 Measurement procedure
The integrated circuit is connected in the measurement circuit as shown in Figure 5, page 33.
The supply voltages are set to the specified values.

Switch S, is closed, switch S5 is connected to earth and switch S; is connected to the signal
source.

Switches S, and S, are first closed, and the output voltage V] k-, is measured.

Switches S; and S, are then opened and the output voltage 11 g g, is measured.

The differential input resistance r;4 is given by:

2R

pym
C Wr=o/Virenl —1

3.2.6  Specified conditions

— Ambient or reference-point temperature.
— Power supply voltage(s).

—t Bias voltage(s).

—t Input signal level and frequency.

—} Input source impedance.

Output load resistance R;.

¢s of the real and imaginary (without regard to sign) parts of the putput
impedance of@n\integrated linear amplifier.
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4.1.2 Schéma

Alimentations continues

"

Circuit intégré
a mesurer

Circuit équivalent pour la mesure de 'impédance de sortie,

tion et exigences du circuit

La~héthode repose sur un principe semblable & celui qui est utilise pour 1 mesure de I'im-
pédance d’entrée (paragraphe 3.1); elle peut étre expliquée & Paide de la figurc 7.

Draprés le circuit équivalent de la figure 7, on peut montrer que:

Ve 2 R*> 2R Xx*] !
[ﬂ:l :[]%_*24_*.#42.
Yoy, =) R{ Ry Ri

ol R+jX est 'impédance de sortie.

Pour deux valeurs du rapport [ Vog,,/Vory, = 1) pour lesquelles la variation de la tension de sortie
est respectivement 6 dB et 12 dB, on note les valeurs correspondantes de R ; on peut alors
calculer les valeurs de R et de X.
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4.1.2  Circuit diagram

~

D.C. supplies
e
S |
Integrated circuit V‘
under measurement |0

~

[t
\
1

v

7.

Equivalent circuit for output impedance measurement.

4.1.3  ircuit deSeciptioinand requirements

THe method is similar in principle to that used for measuring input impedance (Sub-clay

and nay bhe exnlained by means of Figue 7
T Y =3

se 3.1)

For the equivalent circuit of Figure 7, it may be shown that:

V 2 R®> 2R Xx*[1
[LRLL] :[1+ﬁ+ T+
Vo) RZ R, R}

where R+jX is the output impedance.

For two values of the ratio [ Voryy/ Vo = -, for which the output voltage change is respectively
6 dB and 12 dB, the corresponding values of R, are noted; then the values of R and X may
be determined by calculation.
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4.1.4 Précautions d prendre
Voir le paragraphe 1.2 sur les précautions générales.

4.1.5 Exécution
Brancher le circuit intégré dans le circuit de mesure comme il est indiqué dans la figure 6, page 36.
Régler les tensions de polarisation et d’alimentation aux valeurs spécifiées.

L’interrupteur S étant ouvert, régler le niveau de sortie du générateur de signal pour obtenir
un niveau convenable de la tension de sortie V5,

Fermer alors Iinterrupteur S et donner & R, deux valeurs telles que la tension de sortie diminue
respectivement de 6 dB et de 12 dB par rapport a sa valeur en circuit ouvert.

Note. — Si limpédance de sortie est essentiellement résistive (par exempl
peut étre simplifiée. Dans ce cas, on n’a besoin que de la premiéy
6 dB); la valeur de R, nécessaire pour réduire la tensig
de sortie.

hent basse), la mesure
be sortie (variation de
égale a la résistance

Conditions spécifiées

cule sortie)

a Pentrée d’un amplificateur linéaire intégré a entrées différentelles et tension de
plificateur linéaire intégré a une seule entrée 26|

Mesurer la valeur de la tension continue que I'on doit mettre entre les boines d’entrée pour
amener la tension de sortie contimue de repos a Ze€ro ou a une valeur specifice.
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4.1.4 Precautions to be observed

See Sub-clause 1.2 on general precautions.

4.1.5 Measurement procedure

The integrated circuit is connected in the measurement circuit as shown in Figure 6, page 37.

The bias and supply voltages are set to the specified values.

With switch S open, the output level of the signal generator is adjusted to give a suitable level

of

Nofe. — If the output impedance is essentially resistive (c.g. at a sufficiently low frequg

416 S

—| Ambient or reference-point temperature.

—{ Power supply voltage(s).

— Bias and/or offset compensation network(s).
— Input signal level and frequency.
— Input source impedance.

— Reference output voltage.

output voltage V5,

Switch S is then closed and two values of R; are obtained so that the output voltage drops by
6 dB and 12 dB respectively compared with its open-circuited value.

[he values of R and X may then be obtained by calculation as shown above!

simplified. In this case, only the first change of output voltage (by 6 dB
required to reduce the output voltage by 6 dB is then directly equal to the outp

becified conditions

—| Conditions at other te

inputgmplifiers, with single-ended output)

may be
of Ry,

5. Tnpy o entiakinput integrated linear amplifier and bias voltage of a singletended
inpit integfatedNi A (26]

51 Me

5.1.1  Hurpose

Td ancasure the value of the d.c. voltage required between the input terminals to bri

iescent d c_outout voltage to zero or a specified value
I (=] I

Illg the
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5.1.2 Schémas

R2
| —
SR
v,
S / R
. B | — I
o |
Circuit integreé
a mesurer R VIO
) 1
T
R1R2
Ri+R>
Référence

Vsy=source auxiliaire de compensation de décalage!

Vs /
] ™ >1
// g T
|
Vio
|
N &N f

Référence
=source auxiliaire de polarisation

Fii. 8b. — Cas d’une seule entrée.

sateur linéairc intégré a mesurer est branché dans le circuit de mesurce flans les conditions
mMmement recommandées, et on ajuste la source de compensation dc décalage ou de
ation d’entrée jusqu’a Pobtention d’une tension de sortie nulle (ou ung¢ valeur spécifiée).
Lor3que 'amplificateur 4 entrées dissymétriques n’a pas de sortie inverseuse, qn place un ampli-
ficateur inverseur ayant un gain unité dans le circuit comme il est indiqué cifdessus (figure 8b).

R, doit étre choisie de fagon 4 ne pas étre supéricure a I'impédance d’entrée nominale ni
inférieure & dix fois I'impédance de sortie de amplificateur. R, doit étre égale & R,/100 ou a
R, divisée par un dixiéme du gain minimal en boucle ouverte (la plus faible des deux valeurs étant
retenue). La résistance en continu de la source vue des bornes d’entrée doit étre suffisamment faible
pour que l'erreur due au courant de décalage (ou de polarisation) maximal spécifié soit négligeable
devant la tension de décalage (ou de polarisation) maximale spécifice.

Note. — Lorsqu’il est nécessaire de prévoir un amplificateur inverseur, pour la mesure d’'un amplificateur non inverseur
a une seulc entrée, Mimpédance d’entrée de cet amplificateur doit étre au moins égale a dix fois impédance
de sortie du circuit & mesurer.


https://iecnorm.com/api/?name=356e551f6f37ab09e631de759e671f95

4l —

5.1.2  Circuit diagrams

Rz
| e I
T
v
3 / R
B / - b
Integrated circuit Vl
under measurement Ry I0
3 + ¥
B
R1R2
R1+R>
Reference

Vs=auxiliary offset supply.

F1G. 8a. -— Differential inputs.

| e
! verting S
amplifier /: ‘i\
| e |
| A
I/// W |
L VO
1
[
|
!
Reference

513 (

incaf\amplifier under measurement is connected in the measurement gircuit
erating conditions, and the input offset or bias supply voltage is adjusted
ugjtil the—oti joltage is brought to zero (or a specificd value). Where the singletended
input andplifier Bas no inverted output, an inverting amplifier with a gain of one is insefted in
thi eircuit as shown in Figure 8b.

ur

R, should be selected to be neither larger than the nominal input impedance nor less than ten
times the output impedance of the amplifier. R; should be equal to R, divided by 100 or by one-
tenth the minimum open-loop gain, whichever is the smaller. The d.c. source resistance presented
to the input terminals should be low enough to cnsure insignificant error due to the maximum
specified offset (or bias) current compared with the maximum specified offset (or bias) voltage.

Note.  Where an inverting amplifier is required for use with a non-inverting single-cnded input amplifier, its input
impedance shall be at lcast ten times the output impedance of the circuit under measurement.
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5.1.4 Précautions a prendre

Voir le paragraphe 1.2 sur les précautions générales.

5.1.5 Exécution

Note.— Dans ce paragraphe, le terme «polarisation» est employé uniquement pour les amplificateurs a entrées dis-

symétriques.

Brancher le circuit intégré a mesurer dans le circuit de mesure des figures 8a ou 8b, page 40.

Régler les tensions d’alimentation aux valeurs spécifices.

Connecter tous les réseaux supplémentaires qui sont nécessaires selon ce qui est spécifié.

Régler la source de tension de compensation de décalage fou polari

correspondante.

Calculer la tension de décalage (ou de polarisation). E

5.1.6 Conditions spécifiées

— Tension(s) d’alimentatio}

— Résistance d’entrée no

cision\de sortie continue de repos a zéro.

bation) Vs pour

noter la valeur

pour amener la
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5.1.4 Precautions to be observed

See Sub-clause 1.2 on general precautions.

5.1.5 Measurement procedure

Note. — In this Sub-clause, the term “bias” refers to single-ended input amplifiers only.

The integrated circuit is connected in the measurement circuit as shown either in Figure 8a
or in Figure 8b, page 41.

The supply voltages are set to the specified values.

Any necessary additional networks will be connected as specified.

The offset (or bias) voltage supply Vs is adjusted to bring the output leyel tozero yoltage

(or fo a specified value V) and the value is noted.
Tlhe offset (or bias) voltage is calculated and is given by:
R R
Vo= Vs 2 o L
R, +R, R+

5.1.6  Specified conditions

— |Ambient or reference-point tempe c.
— [Power supply voltage(s).
— |Nominal input resistance.

— [Minimum open-loop gain.

—- |Reference output vo

— [Nominal output rfesistat
— |Load resistaqce.
— Condition

52 Me

52.1 P4

o the
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5.2.2 Schémua

Rf S1
— —
+ECM .RO _R___\
Ss Ec
,’/ﬁ 5 Circuit intégré
a mesurer

—

~Ecm

\
S§——()<~ —_—e SN 0
\ o

G
7
. RyR,
— Rjcstégalea — -—
Ri+R,
Q . 9. — Circuit général de mesure.
du circuit
1 linéaire intégré a mesurer est branché dans une boucle de mesure comprenant

et un pont diviseur constitué par les résistances Ry et [Ry. La tension de
amplificateur A, soit ¥, est lue sur un voltmétre a forte impedapce. Les résistances

L’gmplificateur A compare Vo, tension de sortie de 'amplificateur a mesuter, et la tension de
réféfence 14. La tension V, doit étre égale a zéro. Dans ces conditions, la tension de sortie
de Pamplificateur A, soit {5, est notée et cette tension est 1/k fois la tension dg décalage a I'entrée.

o=k Vo

. R,
ou k=
Ro+R;

L’amplificateur A doit satisfairc aux exigences formulées au paragraphe 1.3.

La résistance R, doit étre trés supérieure 4 R,. Le rapport entre R; et Ry doit étre choisi
de telle fagon que la tension Vi ne dépasse pas la dynamique de sortie de 'amplificateur A.
La précision de la méthodc de mesure dépend de la précision sur les valeurs des résistances
R; et Ro.
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5.2.2  Circuit diagram

Y

Integrated circuit

under measurement
+ Sa

4!————5-——-——{»0

Amplifier A

easurement circuit.

523 Clreuit descriptig

The inte \nea ifs der measurement is inserted in a measuring Joop including
am idge consisting of resistors Ry and R,. The output voltase of
am 4 high impedance voltmeter. Resistors R arc short-circuit¢gd by
SW

\mplifi pares ¥, the output voltage of the amplifier under measurement, and the
refprence voltage Ji. Voltage V, should be equal to zero. Under these conditions, the dutput

voltdeé of amplifier A, V], is noted and this voltage is 1/k times the input offset voltage.
Vio=k Vio
Ry
where k= ———
Ry + R,

Amplifier A should conform to the requirements given in Sub-clause 1.3.

Resistor R; should be much larger than R, The ratio between R; and R, should be chosen
in such a way that voltage 1} does not exceed the output voltage swing of amplifier A. The
accuracy of the method of measurement depends on the precision of the values of resistors Ry
and Ry,
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5.2.4 Précautions d prendre
Voir le paragraphe 1.2 sur les précautions générales:
5.2.5 Exécution
Brancher le circuit intégré dans le circuit de mesure comme il est indiqué dans la figure 9, page 44.
Régler les tensions d’alimentation aux valeurs spécifices.
Les interrupteurs Sy, S, et S, étant fermes, relier les commutateurs S; et Ss a la terre.
Noter la valeur de la tension 1, soit V.

La tension de décalage a I'entrée est donnée par:

Vie=k V1o

5.2.6. Conditions spécifiées

— Température ambiante ou température d’un point de ¢

— Tension(s) d’alimentation.
— Impédance de charge de sortie.
-— Conditions pour les autres bornes.

— Réseaux additionnels, s’il y a lieu.

6. Courant de décalage a Pentrée_  [27]

6.1 Méthode a

ur a entrées diffé-
une autre valeur

Circuit intégré T
T TITESUTET RL VO
I - 1 + J
| R | S
R1R>2 R3
R1+R2
Sz Référence

Vi =source de compensation de décalage

Fi1i. 10. — Circuit de mesure.
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5.2.4  Precautions to be observed
See Sub-clause 1.2 on general precautions.
5.2.5 Measurement procedure
The integrated circuit is connected in the measurement circuit as shown in Figure 9, page 45.
The supply voltages are set to the specified values.
With switches S;, S, and S, closed, switches S; and S5 are connected to earth.
The value of the voltage 1] is noted; let this be V.

The input offset voltage is given by:

Vio=k VLo
5.2.6 Spgcified conditions

— |Ambient or reference-point temperature.
— [Power supply voltage(s).

— |Output load impedance.

— |Conditions at other terminals.
— |Additional networks, where appropriate.
6. Input offset current %&

6.1 Method a

6.1.1 Puyrpose

To measur
required to bring

ween the input currents of a differential input amplifier
ero or another specified value, the offset voltage [being

prd
612 C
R2
L
Si
R3
4 | — | — _
L I I T
a Integrated circuit %
under measurement Ri Y
B | — "
IR | LT
R1Rz2 R3
R1+R2
S2 Reference

Vs = offset supply

Fi1G. 10. — Measurement circuit.


https://iecnorm.com/api/?name=356e551f6f37ab09e631de759e671f95

48

6.1.3  Description et exigences du circuit

L’amplificateur linéairc intégré & mesurcr est branché dans le circuit de mesure dans les conditions
de fonctionnement recommandcées, et la source de compensation de la tension de décalage a
lentrée ajustée jusqu’a ce que la tension de sortic soit nulle (ou atteigne une valeur spécifiée).

R, doit &tre choisic de fagon & ne pas &tre supérieure a limpédance d’entrée nominale ni

infericure a dix fois 'impédance de sortie de 'amplificateur.

R, doit &tre égalc a R,/100 ou & R, divisée par un dixieme du gain minimal en boucle

ouverte (la plus faible des deux valeurs ¢tant retenue).

R ne doit pas &tre supérieurc a impédance d’entrée nominalce.

|a résistance des interrupteurs S; et S, guand ils sont ouverts, doit

re supéricure a

100 fois la valcur des résistances R.

La résistance dc la source de compensation de décalage
que Perrcur duc au courant de décalage maximal spécifi
décalage maximale spécifiéc.

6.1.4  Précautions a prendre
Voir le paragraphe 1.2 sur les précautions g

6.1.5 Exécution

valeur soit V.
la tension de sortic (ou pour I'amener
a lentrée est donné par:

iR,

TRy R, IR,

- (Vo1 — Vs2)

1[0

s spécifiées

- Températurc ambiante ou température d’un point de référence.

{e décalage pour annuler la tension d

et S,. Régler & nouveau Palimentation de co

a

nent faible pour
nt la tension de

zure 10, page 46.

c sortie (ou pour

mpensation de la
la méme valeur

- Tension(s) d’alimentation.
Résistance d’entrée nominale.
Gain minimal en boucle ouverte.
— Résistance de sortie nominale.
Résistance de charge.

Tension de référence de sortic.

— Conditions pour les autres bornes.

Réscaux additionncls, §'il y a lieu.
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49

ircuit description and requirements

The integrated linear amplifier under measurement is connected in the measurement circuit
under recommended operating conditions, and the input offset supply voltage adjusted until the
output voltage is brought to zero (or a specified value).

R, should be selected to be not larger than the nominal input impedance nor less than ten
times the output impedance of the amplifier.

R, should be equal to R, divided by 100 or by one-tenth the minimum open-loop gain,
whichever is the smaller.

R, should not be larger than the nominal input impedance.

The resistances of switches S; and S,, when they are in the open-circuit conditions, should

be

6.1.4  Ptecautions to be observed

6.1.5  Measurement procedure

va

— Ambiént or 1

—{ Power supply voltage(s)

The resistance of the offset supply shall be low enough to ensure insigiNficant ecron d
malkimum specified offset current as compared with maximum specified

The integrated circuit is connected in the mea

[he switchegnSy
thg output v

1 100 1 k1 il : e D
ELCALCL LA TUUTITHES THU VATULS UL TUSISTULS IA 3.

t voltages

$ee Sub-clause 1.2 on general precautions.

own in Figure 10, pag

The input a

becified 6Q

ference-point temperature.

e to

re 47,

cified

bring
e Vio.

— Nominal input resistance.

— Minimum open-loop gain.

— Nominal output resistance.

— Load resistance.

— Reference output voltage.

— Conditions at other terminals.

— Additional networks, where appropriate.
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6.2 Méthode b
6.2.1 Bui

Mesurer la valeur de la différence entre les courants d’entrée d’un amplificateur linéaire a
entrées différentielles, nécessaire pour amener la tension de sortie a zéro, la tension de décalage
ayant été préalablement compensée.

6.2.2 Schéma

, Rf S1
Y o
+Ecm Ro R
___—g o (—l—__} A SN -
Y7 Circuit intégré
é a mes \
.
~Ecm Ro

Y—T =
§——o<- —_ & —— =0

IE 7

7

Ry R,

Note. —- R est égale & -
Ri+R,

&

6.2.3  Description et exigences du circuit

Fi1G. 11. — Circuit général de mesure.

L’amplificateur linéaire intégré a mesurer est branché dans une boucle de mesure comprenant
g

Pamplificateur A et un pont diviseur formé par les résistances Ry et Ro. La tension de sortic

de Pamplificateur A, soit ¥, est lue sur un voltmétre a forte impédance.

Lamplificateur A compare V,, tension de sortic de l'amplificateur & mesurer, et la tension
de référence Vi, La tension Vg doit étre nulle.

L’amplificateur A doit satisfaire aux exigences indiquées dans le paragraphe 1.3. De plus, la
résistance R; doit 8tre trés supérieure a Ry, Le rapport entre Ry et Ry doit étre choisi de fagon
que la tension ¥ ne dépasse pas la dynamique de sortie de Pamplificateur A. La précisior
de 1a méthode de mesure dépend de la précision des valeurs des résistances Ry et R,.
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6.2 Method b
6.2.1 Purpose

To measure the value of the difference between the input currents of a differential input linear

amplifier required to bring the output voltage to zero, the offset voltage being previously
compensated.

6.2.2.  Circuit diagram

Y

+Ecm Ro R

| S -
2)\ Ss Ec
) Integraied circuit

under measurement

—Ecm

plifiek A

. Ry Ry
ote. -~ Ry is equal to —— -
R, + R,

FiG. 11. — General measurement circuit.

6.2.3  Cfreuit descrip and requirements

Fhevintegrated linear amplifier under measurement is inserted in a measuring loop including
amplifier A and a divider bridge consisting of resistors Ry and Ro. The output voltage of
amplifier A, V1, is read on a high impedance voltmeter.

Amplifier A compares Vo, the output voltage of the amplifier under measurement, and the
reference voltage V4. Voltage V;, should be equal to zero.

Amplifier A should conform to the requirements given in Sub-clause 1.3. In addition, resistor
R; should be much larger than R, The ratio between R; and R, should be chosen in such
a way that voltage V;. does not exceed the output voltage swing of amplifier A. The accuracy of
the method of measurement depends on the precision of the values of resistors Ry and R.
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6.2.4  Précautions a prendre
Voir le paragraphe 1.2 sur les précautions générales.
6.2.5 EXxécution
Brancher le circuit intégré dans le circuit de mesure comme il est indiqué dans la figure 1, page 50.
Régler les tensions d’alimentation aux valeurs spécifiées.
Les interrupteurs Sy, S, et S, étant fermés, relier les commutateurs S5 et S5 a la terre.
Noter [a valeur de la tension V4, soit ¥} ;.
Puis ouvrir les interrupteurs S, et S,.

Noter de nouvean la valeur de 1a tengion IV _soit Vs

Le courant de décalage a I'entrée est donné par:

VLl - VLO

][Ozk

Ro

ouk= —
Ro+ Ry

6.2.6 Conditions spécifiées

— Température ambiante ou températu

— Tension(s) d’alimentation.

— Impédance de charge
— Conditions pour les autxgs botn

— Réseaux additionnels, £ y a lien

es) courant(s) circulant dans la (les) borne(s) d’entrée [d’un amplificateur

R2
[ —
S L]
]
R R3
—1 —
Circuit intégré ?
a mesurer A Vo
+ 4
L
R1R2 R3
Ri+R2
S2 Référence

Vs =source de compensation de décalage

F1G. 12a. — Circuit de mesure; cas des entrées différentielles.
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6.2.4  Precautions to be observed
See Sub-clause 1.2 on general precautions.
6.2.5 Measurement procedure
The integrated circuit is connected in the measurement circuit as shown in Figure 11, page 51.
The supply voltages are set to the specified values.
With switches S¢, S, and S, closed, switches S; and S5 are connected to earth.
The value of the voltage V. is noted; let this be 1.

Then switches S and S, are opened.

he value of the voltage V. 1s again noted; let this be V.

The input offset current is given by:

i—W
o=k 1 Vhe
R
where k = 0
Ro+ R

626 S ae[c,[r_'ﬁed conditions

—+ Ambient or reference-point temperature.

—| Power supply voltage(s).

— Output load impedance.

— Conditions at other terminals.

— Additional networks, where appro riats
7. Inpyt bias current 28

7.1 Mdthod a
7.1.1  Rurpose

s) flowing through the input terminal(s) of an inteprated

lir
7.1.2 (ir
R2
| m—
Sy LI
R3
— I
" Thtegraied circuit %
under measurement RLlT( 0
{ +
| S
R1R2 Ra
R1+R2
S2 Reference

Vs =offset supply

Fi1G. 12a. — Measurement circuit for differential inputs.


https://iecnorm.com/api/?name=356e551f6f37ab09e631de759e671f95

54 —

R>
1
LI
S r\\
N
Vg ~
j R1 R3 : opr \\
— [} | Amplificateur ~_ |
| inverseur .~ Iy
7 Circuit intégré A I - |
a mesurer L l pra !
e
L7 Vo
[
|
[
Référence

Vs =source de polarisation

F1G. 12b. — Cas d’une seule en
7.1.3  Description et exigences du circuit

, ns les conditions
de fonctionnement recommandées; la source deSecompens ) e polarisation a
I'entrée est ajustée jusqu’a ce que la tension g i tteigne une| valeur spécifiée).
Quand Pamplificateur a une seule entrée f’a | NECN| scuse, on insérel un amplificateur
inverseur ayant un gain unité, comme 4

e ni inférieure a

n boucle ouverte

trieure a 100 fois

t faible pour que
ligeable devant la
mise en série dans
entrée est obtenu

Voir le paragraphe 1.2 sur les précautions générales.

7.1.5 Exécution -
a) Amplificateur d entrées différentielles
Brancher le circuit intégré dans le circuit de mesure comme il est indiqué dans la figure 12a, page 52.

Régler les tensions d’alimentation aux valeurs spécifiées.

Ouvrir S; et fermer S;. Ajuster la tension de compensation de décalage pour annuler la
tension de sortie (ou pour amener & la valeur spécifiée V). Noter la valeur correspondante,
soit Vg1.
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Rz
{1
LT
s P
N IS
VS ~
A R Ra | NURRN
o — — f Inverting ™~
e e 1 amplifier .~ Iy
7 Integrated circuit R i e !
under measurement L | e |
!
L7 Vo
]
|
eferehce
Vs = bias supply
Fi1G. 12b. — Single-ended input.
71.3  Circuit description and requirements
The integrated linear amplifier under measurement is cofinects reuit
undler recommended operating conditions, and the inp jmusted
uniil the output voltage is brought to zero (or a spcxﬁe Val A nput
ampplifier has no inverted output, an inverting amp vn in
Figure 12b.
R, should be selected to be neither lard times
thg output impedance of the amplifier.
R; should be equal to R, divided by gain,
whiichever is the smallet
R should not be fargers
The resista o 1ould
belgreater th@ (i
I'he resistancg shall be low enough to ensure insignificant error due to
mgximum spg frrent as compared with maximum specified offset (or| bias)
voltage. f Qg a known resistance into each input lead is noted. The [input
bids currs ’
Nofe. — W& ertihgAmplifier is required, its input impedance shall be at least ten times the output impedance
7.1.4  Plecgutions to be observed
See Sub-clause 1.2 on general precautions.
7.1.5 Measurement procedure

a) Differential input amplifier

The integrated circuit is connected to the measurement circuit as shown m Figure 12a, page 53,

The supply voltages are set to the specified values.

With S; open and S, closed, the offset voltage supply is adjusted to bring the output
voltage to zero (or the specified value ¥4}, and its value noted; let this be V4;.
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Fermer ensuite S, et ouvrir S,. Ajuster la tension de compensation de décalage pour annuler
a nouveau la tension de sortie (ou pour la ramener a la valeur spécifiée V). Noter de nouveau
la valeur correspondante, soit Vg,.

Le courant de polarisation est donné par:

R,
Ig= — 2 (Ve — V&
SETNCIET DR

Note. - - Cela donne le courant de polarisation moyen dans chaque entrée,
b) Amplificateur d une seule entrée

Brancher lecircuitintégré dans le circuit de mesurc comme il est indiqué dans la figure 12b, page 54.

Relier les sources d’alimentation et de polarisation et les amener aux valeurs spécifiées; 8’1l y
a lieu, connecter comme 1l est specifie les réseaux additionnels.

Fermer S, ajuster la tension de polarisation pour ann
Pamener & une valeur spécifiée V) et noter la valeur corpet

sortie (ou pour

ension de sortie
J,s SOit I/S2~

Ouvrir S, ajuster la tension de polarisation pour ¢
(ou pour la ramener & la valeur spécifiée V) et not

Le courant de polarisation est donné par:

¢ référence.

ssufer la valeur du courant moyen de polarisation d’un amplificateur lfnéaire a entrées
différentielles, pour annuler la tension de sortie.
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S, is now closed and S, opened. The offset voltage supply is again adjusted to bring the

output voltage to zero (or the specified value V) and its value noted; let this be V5,.

The bias current is given by:

R,
Ih=— 2% (Ve W
"R, (R, +R,) (Vo1 = ¥s2)

Note. — This gives the average bias current in each terminal.

b) Single-ended input amplifier

716 S

—| Power supply voltage(s).

—| Nominal input imgpeds

—|{ Nominal output

— Minimu—
Output referen

7.2 M

72.1 H

The integrated circuit is connected in the measurement circuit as shown in Figure 12b, page 55.

Power and bias supplies arc connected and set to the specified values an
additional networks will be connected as specified.

With S closed, the bias voltage is adjusted to bring the output vg
specified value V) and its value noted; Ict this be ¥5;.

With S opened, the bias voltage is again adjusted to bring
(or the specified value V) and its value noted; let this be

The bias current is given by:

S2)

ecified conditions

Ambient or reference-point temperatus

Bias voltage(s).

urpose

Teomeasure the value of the average bias current of a differential input linear amplif]

whese approj

briate,

r the

ZCro

er, to

br

ing the output voltage to zero.
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7.2.2  Schéma

Circuit intégré

Rl RZ
R,+R,

Fic — Circuit général de mesure.

camylificater A €t un pont diviseur constitué par les résistances Ry et Ro. La {

penveni\étre court-circuitées par les interrupteurs S; et S,.

L’anfplificateur A compare Vo, tension de sortie de Pamplificateur a mesur
de référence V4. La tension Vg doit étre nulle.

a mesurer
Sa

_VR

:S}_o‘q < o)
o
\

o

ure comprenant
cnsion de sortic

efaup ficadeur A, soit Vi, est lue sur un voltmétre a haute impédance. Lps résistances R

br, et la tension

L amplificateur A doit satisfaire aux exigences indiquées dans le paragraphe 1.3.

De plus, la résistance R, doit étre trés supéricure a R,. Le rapport entre Ry et Ry doit étre
choisi de telle fagon que la tension ¥ ne dépasse pas la dynamique de sortie de amplificateur A.
La précision de la méthode de mesure dépend de la précision sur les valeurs des résistances

Rf et Ro.
724  Précautions a prendre

Voir le paragraphe 1.2 sur les précautions générales.
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7.2.2  Circuit diagram

Rf S1
V o—
+Ecm Ro R
- T -
Ss Ec
7 Integrated circuit
under measurement 3
. |
~Ecm |
Vo
I
|

ding
e of
d by

Amplifier A compares Vo, output voltage of the amplifier under measurement, and the refgrence
voltage V. Voltage V5 should be equal 10 zero.

Amplifier A shall comply with the requirements given in Sub-clause 1.3.

In addition, resistance R, should be much larger than R,. The ratio between R; and R should
be chosen in such a way that voltage 11 does not cxceed the output voltage swing of amplifier A.
The accuracy of the method of measurement depends on the precision of the values of resistors
Ry and R,.

724 Precautions to be observed

See Sub-clause 1.2 on general precautions.
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7.2.5 Exécution

Brancher le circuit intégré dans le circuit de mesure comme il est indiqué dans la figure 13, page 58.

Régler les tensions d’alimentation aux valeurs spécifices.

Les interrupteurs S; et S, ¢tant fermés et Uinterrupteur S, €tant ouvert, relier a la terre les

commutateurs Sz et Ss. Noter la valeur de la tension ¥, soit 4.

Puis ouvrir linterrupteur S; et fermer S, sans modifier la position des autres interrupteurs

ou commutatcurs. Noter 4 nouveau la valeur de la tension 1, soit 7} 3.

Le courant moyen de polarisation est donné par:

. Ry
ounk= ——
Ry + R;

7.2.6  Conditions spécifiées

— Température ambiante ou température d’un po
— Tension(s) d’alimentation.

—- Impédance de charge de sortie.

— Conditions pour les autres bornes.

ge & entrée  [29]

la tension de décalage a Pentrée due

ites dans larticle S, aussi bien méthode a que métho

a tension dec décalage a Pentréc, soit Vg;, comme il est indiqué a l'a
ant stabilisé & la premiére température specifiée ;.

Augmenter cnsuite la température du circuit intégré jusqu'a lautre tempér

4 une variation

de b, sappliquent

rticle 5, le circuit

turc spécifiée 1,

cl attendre la stabilisation; mesurer a nouveau la tension de décalage a entrce, soit Vss.

Le coefficient de température de la tension de décalage a 'entrée est donné par:

Vs2 — Vs

Iy—1y

84  Conditions spécifiées

Comme dans les paragraphes 5.1 ou 5.2, suivant la méthode utilisée, plus les valeurs des

tempcratures ¢ et {,.
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7.2.5 Measurement procedure
The integrated circuit is connected in the measurement circuit as shown in Figure 13, page 59.
The supply voltages are set to the specified values.

With switches S and S, closed and switch S, opened, switches S; and S5 are connected to earth.
The value of voltage 1, is noted; let this be V ;.

Then switch S, is opened and switch S, is closed, all other switches remaining unaltered.
The value of voltage W is again noted; let this be 1] .

The average bias current is given by:

- lf(l/L} - VL2)

a2
¥ 4N

Ip

R
where k= — 2
Ro+ Ry

7.2.6  Specified conditions

— | Ambient or reference-point temperature.

Power supply voltage(s).

— | Output load impedance.
-—| Conditions at other terminals.
—| Additional networks, where appropriate.
8. )

Inpuf offset voltage temperature coefficient

8.1 Puipose

[o measurc the hange
i1

integrated circuit
8.2  Cirguit clescriptii g

fo

jus}

icable

8.3 Mdag

[The ; age is measured as described in Clause 5, with the integrated gircuit
stgbilized-at specified temperature ¢, ; let this value of offset voltage be V5;.

[The integrated circuit temperaturc is then raised and stabilized at the second specified tempdrature

1t . 4+ Fo " 1 . ) - i DRVRR WP | 1
tz allll LIIC lllpul UILULT VOTLA SV 15 THVASUTV dgalll, IVU LIS UV VS) .

The input offset voltage temperature coefficient is given by:

Voo — Vst
h—1t

8.4 Specified conditions

As in Sub-clause 5.1 or 5.2, according to the method used, plus the values of temperatures
t; and f,.
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9. Coefficicnt de température du courant de décalage a Pentrée

91 But

Mesurer la valeur du coefficient de température du courant dc décalage a 'entrée.

9.2 Description et exigences du circuit

Les méthodes de mesure décrites dans Particle 6, aussi bien méthode a que méthode b,

s’appliquent a cette mesure.

9.3 Exécution

Mesurer le courant de décalage a T'entrée, soit I, comme il est indiqué a larticle 6, le circuit

intégré étant stabilisé a la premicre température spécifiée £;.

Augmenter ensuite la température du circuit intégré jusq crafure spécifice £,
et attendre la stabilisation; mesurer & nouveau le courant d age AFen{ré it I,.

9.4  Conditions spécifiées

Comme dans les paragraphes 6.1
températures £y et ¢,.

10.1  Méthode a

10.1.1  But

les valeurs des

ificateur linéaire

c impédance d’entrée
ors & effet de champ.

G'( / Affaiblisseur Z, Cirécumite;rlljtri?ré
l:[-l —
L.
| R
|
L
1 C
I Référence

Note. — Z, est égale & 'impédance caractéristique de I'affaiblisseur (atténuateur).

Fi1G. 14. — Circuit de mesure.
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9. Input offset current temperature coefficient |30

9.1  Purpose
To measure the value of the temperature coefficient of input offset current.

9.2 Circuit description and requirements

The methods of measurement described in Clause 6, either method a or method b, are applicable

for this measurement.

9.3  Measurement procedure

1 . P i . 1 1 +1 1 )| £ PR R
HNTIpUl ULISTL CULITHT L 15 IITASULTU S UTSUITUCU HT U TA TS U W I UT

stabilized at the first specified temperature ¢;.

The integrated circuit temperature is then raised and stabilized
tenfperature ¢, and the input offset current again measured; let this be

The input offset current temperature coefficient is given by:

freuit

cond

I, -1,
th—t
9.4 Spetified conditions
As in Sub-clause 6.1 or 6.2, according to the od se@plus he values of temperdtures
t1 4 nd L.

10. Opén-loop voltage amplification
10.1  M¢thod a

10.1.1  Rurpose

10.1.2 (i

blifier

under measurement L N

G > AdtoRuato m - Integrated circuit o v

l

O =

e Reference

Note. — Z, is equal to the characteristic impedance of the attenuator.

F1G. 14. — Measurement circuit.
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10.1.3  Description et exigences du circuit

[’ amplificateur linéaire intégré & mesurer est branché dans le circuit de mesure dans les conditions
de fonctionnement recommandées. Le signal d’entrée appliqué 4 Paffaiblisseur (atténuateur) ayant
une valeur connue, on regle laffaiblisseur (atténuateur) pour donner le méme niveau de signal

en sortic du circuit intégré. L’amplification est égale alors a la valeur de latténuati

on.

L’impédance de Paffaiblisseur (atténuateur) doit étre négligeable vis-a-vis de 'impédance d’entrée
de l'amplificateur intégré a mesurer, c’est-a-dire que impédance de laffaiblisseur (atténuateur)

doit étre inférieure au centieme de 'impédance d’entrée.

Les deux résistances R du circuit doivent étre toutes les deux égales a I'impédance d’entrée

minimale en continu de 'amplificateur a mesurer. Lorsque amplificateur a deux
triques, dont [une est réunic 4 la masse oy a une tension de téférence, on

entrées dissymé-
wutilise qu’une

I3

scule résistance, égale a Fimpédance d’entrée de lamplificateur en série aveg le géng

Voir la note du paragraphe 10.1.1.

Les deux condensateurs doivent avoir une impédance
spécifiée pour la mesure, c’est-a-dire que l'impédance
centiéme de 'impédance d’entrée.

10.1.4  Précautions a prendre

arge de sortie.

DN

ssedux de compensation de polarisation et/ou de décalage.
e, fréquence et forme d’onde du signal d’entrée.
Conditions pour les autres bornes.

— Réseaux additionnels, 8’il y a lieu.

rateur de signal.

ience du signal

éfre inférieure au

indiqué dans la

ur {atténuateur)

10.2  Méthode b (applicable seulement aux amplificateurs linéaires a entrées différentielles)

10.2.1  But

Mesurer 'amplification en tension continue d’un amplificateur linéaire a entrées différentielles.
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Circnit description and requirements

The integrated linear amplifier under measurement is connected in the measurement circuit
under recommended operating conditions. The signal input to the attenuator is set to a known
level, the attenuator is adjusted to give the same signal level at the output of the integrated

circuit. The amplification is then equal to the value of the attenuation.

The attenuator impedance should be insignificant compared with the input impedance of the
amplifier under measurement, te. the attenuator impedance should be less than one-hundredth

of the input impedance.

Each of the two resistors R in the measurement circuit should be equal to minimum d.c.

input 1mpedance of the amplifier.
terpt rreeted—+ :
amplifier, shall be used in series with the signal generator only.

Refer to the note in Sub-clause 10.1.1.

The two capacitors should offer negligible impedance at the freque
thd measurement, i.c. capacitor impedance should be less tha
impedance.

Rrecautions to be observed
§ce Sub-clause 1.2 on general precautions.
Measurement procedure

p

[he integrated circuit is connected 1
together with any additional networks.

The amplif@n
Specified conditio

Corditions er terminals.

—| Additional networks, where appropriate.

Where the amplifier has a single-ended input with one

f the

d for
input

re 63,

P

1tput.

Method b ( applicable only to differential input linear amplifiers)

Purpose

To measure the value of the d.c. voltage amplification of a differential input linear amplifier.
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10.2.2 Schéma

Circuit intégré

a mesurer
+ Sa

BN
./
\
Yrom st

XN
‘ Amplificatety A \
i \ R

L ®

esure comprenant

forte impédance.

L’amplificateur A compare Vo, tension de sortic de Pamplificateur & mesuret, et la tension de

référence Vi

L’amplificateur A doit satisfaire aux exigences indiquées dans le paragraphe 1.3.

De plus, la résistance Re doit &tre trés supérieure 4 Ro. Le rapport entre Ry et Ry doit étre
choisi de telle fagon que la tension 14, ne dépasse pas la dynamique de sortie de amplificateur A.
La précision de la méthode de mesure dépend de la précision sur les valeurs des résistances
Rf et Ro.

10.2.4  Précautions d prendre

Voir le paragraphe 1.2 sur les précautions générales.
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10.2.2  Circuit diagram

o Rf Ss
+ECM Ro R B
Ss Ec

Integrated circuit

under measurement i
£y " Sa |
|

T

10.2.3
luding

tors R

Ambplifier A>sempares Vo, the output voitage of the amplifier under measurement, and the
gfererice voltage Ti.

=

Amplifier A should conform with the requirements given in Sub-clause 1.3.

In addition, resistor Ry should be much larger than Ro. The ratio between Ry and Ro should
be chosen in such a way that voltage ¥V, does not exceed the output voltage swing of
amplifier A. The accuracy of the method of measurement depends on the precision of the values
of resistors R¢ and Ro.

10.2.4 Precautions to be observed

See Sub-clause 1.2 on general precautions.
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10.2.5 Exécution
Brancher le circuit intégré dans le circuit de mesure comme il est indiqué dans la ligure 15, page 66.
Régler les tensions d’alimentation aux valeurs spécifiées.

Relier le commutateur Ss a la terre.

Les interrupteurs Sy, S, et Sy étant fermés, et S3 étant connecté & {a terre, mettre la tension
de référence a la masse.

Relier alors le commutateur Sz a + J&. Lire la valeur de ¥, soit V4.
Relier ensuite le commutateur S;3 & — Vg. Lire a nouveau la valeur de Vi, soit ¥s.

L’amplification en tension en continu est donnée par:

k(Via— Ws)

. Ro
ou k= ———
Ro + Re

10.2.6  Conditions spécifiées

— Températurc ambiante ou températurc d
-— Tension(s) d’alimentation.

— Résistance de charge de sortie.

pédance d’cntrée trés
ors a effet de champ.

c lahgure 14, page 62.

M3 Description et exigences du circuit

La methode de mesure decrite a larticle 10, methodc a, sTapplique.
1.4 Précautions a prendre

Voir le paragraphe 1.2 sur les précautions générales.
11.5  Exécution

Brancher le circuit intégré dans le circuit de mesure comme il est indiqué dans la figure 14,
avec les réseaux additionnels spécifiés.
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10.2.5  Measurement procedure
The integrated circuit is connected in the measurement circuit as shown in Figure 15, page 67.
The supply voltages are sct to the specified values.
Switch S5 is connected to earth.

With switches Sy, S, and S4 closed, and S; connected to earth, the reference voltage is set
to zero.

Switch Ss is then connected to + Vi. The value of ¥ is noted; let this be V4.

Switch Ss is then connected to — Vi. The value of V| is again noted; let this be V5.

he d.c. voltage amplification 1s given by:

2

k (VL4— Vr,s)

R
where k= — 2
Ro+ Ry

10.2.6  $pecified conditions

——| Ambient or reference-point temperature.
—| Power supply voltage(s).

—| Output load resistance.

—| Value of reference voltage Vi.

-—| Conditions at other terminals.

—| Additional networks, where appro

11. Caut

11,1 Py

Ne

be, e.g.
effect transistor input stage.

11.2  Circur

11.3 Cleenir (]{'QI’I'f})Tf()lﬂ and requirements

The method of measurement described in Clause 10, method «, is applicable.
114 Precautions to be observed

See Sub-clausc 1.2 on general precautions.
115 Measurement procedure

The integrated circuit is connected in the measurement circuit as shown in Figure 14, together
with any specified additional networks.
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Régler les tensions d’alimentation aux valeurs spécifiécs.

Toutes les autres conditions d’entrée restant constantes, augmenter la fréquence a lentrée
jusqua ce que le niveau de sortie ne soit plus que 0,707 fois celui pour la fréquence de référence.

Noter la fréquence a I'entrée.

Sl y a lieu, réduire alors la fréquence a Pentrée en dessous de la fréquence de référence

jusqu’'a ce que la tension de sortie atteigne a nouveau 0,707 fois celle pour
référence. Noter la fréquence d’entrée.

la fréquence de

Ces deux fréquences sont les fréquences de coupure supérieure et, s’il y a lieu, inférieure

a 3 dB) de Pamplificateur linéaire intégré.
p g

11.6  Conditions spécifiées

Comme au paragraphe 10.1.6, plus la fréquence de référence.

12. Taux de réjection en mode commun

12.1  Méthode a (mesure en alternatif)

12.1.1  But

Mesurer la valeur du taux de réjection cy
différentielles.

Note. - Cette méthode peut ne

élevée, par exemple des
12.1.2  Schéma

il

héaire a entrées

Hance d’entréc trés
a cffet de champ.

[ ]
o |
Miblisselr 1 Clr\cunmtegre R. Vo
‘ a mesurer |
> '
i
G
he z, |
|
|
| Référence

ote. — Z, est égale a limpédance caractéristique de Paffaiblisseur (atténuateur).
F1G. 16. — Circuit de mesure.

113

Dr)w*riprr'nn et exigences du circuit

L’impédance de I'affaiblisseur (atténuateur) doit &tre négligeable vis-a-vis de 'impédance d’entrée
de Pamplificateur & mesurer, c¢’est-d-dire qu’elle doit étre inférieurc au centieme de I'impédance

d’entrée.

L’impédance du condensateur doit &tre négligeable par rapport a 'impédance
(atténuateur).

12.1.4  Précautions a prendre

Voir le paragraphe 1.2 sur les précautions générales.

de Paffaiblisseur
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The supply voltages are set to the specified values.

With all other input conditions remaining constant, the input frequency is raised until the output
level has fallen to 0.707 of the output level at the reference frequency. The input frequency is noted.

When appropriate, the input frequency is then reduced below the reference frequency until
once again the output voltage falls to 0.707 of the output voltage at the reference frequency. The
input frequency is noted.

These two frequencies are the upper and, when appropriate, the lower cut-off frequencies
(3 dB points) of the integrated linear amplifier.

11.6  Specified conditions

As in Sub-clause 10.1.6, plus the reference frequency.

12.  Common-mode rejection ratio

12.1  Mpthod a (a.c. measurement )
12.1.1  Purpose
‘0 measure the value of the common-mode rejection’ratio of a dif i i lifier.

Nofe. — This method may not be applicable to some types\of aw
amplifiers employing a field-effect trangiStQr input c.

be, €.8.

1212 Circuit diagram

/

v

Attenuator

>

Integrated circuit !

R V,
under measurement L |°

/o)
4
N

I
|
|
!
|

Reference

AN

Note.\— Z, is equal to the characteristic impedance of the attenuator.

Fi1G. 16. — Measurement circuit.

12.1.3  Circdit description and requirements

The attenuator impedance should be insignificant compared with the input impedance of the
amplifier under measurement, i.e. it should be less than one-hundredth of the input impedance.

The capacitor impedance should be insignificant compared with the attenuator impedance.

12.1.4 Precautions to be observed

See Sub-clause 1.2 on general precautions.
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12.1.5  Exécution
Brancher le circuit intégré dans le circuit de mesure comme il est indiqué dans la figure 16, page 70.
Régler les tensions d’alimentation aux valeurs spécifiées.

Pour une valeur spécifiée du signal d’entrée, régler Paffaiblisseur (atténuateur) pour obtenir
le méme niveau de sortie du circuit intégré.

L amplification en mode commun est alors égale a la valeur de Patténuation.

L’amplification différentielle est mesurée comme il est indiqué au paragraphe 10.1.6. Le taux
de réjection en mode commun est calculé comme étant le rapport de Famplification différentielle
¢t de Pamplification en mode commun.

Note. — 1l est possible que Pamplification en mode commun soit relativement faiblg.

Dans ce-cas, le circuit de mesure doit étre modifié comme il est indiqyé
un deuxiéme affaiblisseur (atténuatcur). L’amplification en mode cc
dcs affaiblisseurs (atténuateurs) pour une tension de sortie donné

s|fagon & comprendre
hice entie les lectures

Affaiblisseur 1

Détecteur Ry Yo
de zéro

AN N, i

Référence

ion(s) d’alimentation.

—- Impédances de source et de charge.

— Reésean(x) de compensation de polarisation et/ou de décalage.

— Amplitude, fréquence et forme d’onde du signal d’entrée.
— Conditions pour les autres bornes.
— Réseaux additionnels, s’il y a lieu.

122 Méthode b { mesure en continu )

12.2.1 But

Mesurer Ja valeur du taux de réjection en mode commun d’un amplificateur a entré
différentielles.
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12.1.5 Measurement procedure
The integrated circuit is connected in the measurement circuit as shown in Figure 16, page 71.
Supply voltages are set to the specified values.

With specified input signal, the attenuator is adjusted to give the same level of output of the
integrated circuit.

The common-mode amplification will then be equal to the value of the attenuation.

The differential amplification is measured as described in Sub-clause 10.1.6. The common-mode
rejection ratio is calculated as the ratio of differential amplification and common-mode
amplification.

Npte. — It is possible that the common-mode amplification might be rclatively small.

fid attenuator.

In this case, the measurement circuit should be modified as shown in Figure 17, to/hclude a se
{ voltage.

The common-mode amplification is then the difference between the attenuator readings for(a

Integrated cikguit
Attenuator 1 9 \

|_ under mea mext
Nul Ri Vo
Attenuator 2

G. 1Y/ — Measurement circuit.

V

Reference

12.1.6

Soetree andJodd impedances.

i
|

Bias and/or offset compensating network(s).

— Input signal level, frequency and waveform.
— Conditions at other terminals.
— Additional networks, where appropriate.
122 Method b (d.c. measurement )
12.2.1  Purpose

To measure the value of the common-mode rejection ratio of a dilferential input amplifier.
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12.2.2 Schéma

Circuit intégré
a mesurer

N
N
rom st

Amplificateur \

o)

sure comprenant

L’amplificateur A compare Vo, tension de sortie de 'amplificateur a4 mesuger, et la tension

dc reierence Vg, La tension Vo doit etre nullc,
L’amplificateur A doit satisfaire aux exigences indiquées dans le paragraphe 1.3.

De plus, la résistance Ry doit étre trés supéricure a Ro. Le rapport entre Ry et Ro doit &tre
choisi de telle fagon que la tension 14, ne dépasse pas la dynamique de sortie de lamplificateur A.
La précision de la méthode de mesure dépend de la précision sur les valeurs des résistances
Rf et Ro.

12.2.4  Précautions d prendre

Voir le paragraphe 1.2 sur les précautions géneérales.
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12.2.2  Circuit diagram

., R Si
+ECM RO R
Ss Ec
7 Integrated circuit
under measurement
———-9 Sa
—Ecm

1223 di
ding

amplifier A, Vi, is read on a high impedance voltmeter. Resistd
are|short-cireuited by switches Sy and Sa.

Amplifiecr A compares Vo, the output voltage of the amplifier under measurement, an<|i the
reference voltage V. Voltage Vo should be equal to zero.

Amplifier A should conform to the requirements given in Sub-clause 1.3.

In addition, resistor R should be much larger than Ro. The ratio between Ry and Ro should
be chosen in such a way that voltage ¥, does not exceed the output voltage range of amplifier A.
The accuracy of the method of measurement depends on the precision of the values of resistors
Rf and Ro.

12.2.4 Precautions to be observed

See Sub-clause 1.2 on general precautions.
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12.2.5 Exécution
Brancher le circuit intégré dans le circuit de mesure comme il est indiqué dans la figure 18, page 74.
Régler les tensions d’alimentation aux valeurs spécifiées.
Les interrupteurs Sy, S, ¢t S, étant fermés, relier le commutateur S; a la terre.
Lc commutateur Ss étant reli¢ & + Eqw, lire la valeur de 14, soit V.
Le commutateur Ss étant ensuite relié & — Ecy, lire & nouveau la valeur de 14, soit 17
Le taux de réjection en mode commun est donné par:

i Ry 2Ecm
emp = — -
M R Vir—We

122.6  Conditions spécifiées
— Température ambiante ou température d’un point de référ
- Tension{s) d’alimentation.
— TImpédance de charge de sortie.

— Valeur de la tension Ecy.

—- Conditions pour les autres bornes.

— Réseaux additionnels, 8’1l y a lieu.
13. Taux de réjection des alimentdtions
13.1  Méthode a

13.1.1 But

Mesurer 1&
mentatior

n amplificateur a une variation de [la tension d’ali-

13.1.2 Schéma

néaire intégré a mesurer est branché dans le circuit de mesure daps les conditions
ent recommandées, et la tension de compensation de décalage oy de polarisation
qua ce que la tension de sortie soit nulle (ou atteigne une valeur spgcifiée). Lorsque
wteur 4 entrées dissymétriques n'a pas de sortic inverseuse, on insérg dans le circuit
un amplificateur inverseur ayant un gain de 1 comme il est indiqué dans la figure §b.

R, doIf circ choisic de 1acon 4 Ne pas eIre supericure a rimpedance dentrée nominale ni
inférieure a dix fois 'impédance de sortic de amplificateur. R; doit &tre égale a R,/100 ou
A R, divisée par un dixieme du gain minimal en boucle ouverte (la plus faible des deux valeurs
étant retenuc).

La résistance de la source dc compensation de décalage doit étre suffisamment faible pour que
erreur due au courant de décalage (ou de polarisation) maximal spécifié soit négligeable vis-a-vis
de la tension de décalage (ou de polarisation) maximale spécifiée.

Note. — Lorsquun amplificatcur inverseur est nécessaire pour la mesure d’un amplificateur non inverseur, son impédance
d’entrée doit étre au moins égale a dix fois Mimpédance de sortie du circuit.
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12.2.5  Measurement procedure

1313

The integrated circuit is connected in the measurement circuit as shown in Figure 18, page 75.

The supply voltages are set to the specified values.

Switches S;, S, and Sy are closed, and switch S3 is connected to earth.

Switch Ss is connected to + Ecy. The value of 1 is noted; let this be Vig.

Switch Ss is then connected to — Ecy. The value of V4 is again noted; let this be V7.

Method «

Rurpose

To measure the value &

(

The common-mode rejection ratio is given by:

Rf 24ECM

](I‘YMD =

Ro N7 Wis

Specified conditions

Ambient ot reference-point temperature.

Power supply voltage(s).

- [Cutput load impedance.

Magnitude of voltage Ecy.

Conditions at other terminals.
Additional networks, where appropriate.
13.  Supply voltage rejection ratio @ &

ircuit (lia

o)

ungler r

un

amplifiecc has no
cir

VO

il the«output voltage is brought to zero (or a specified value). Where the single-cnded
verted output, an inverting amplifier with a gain of one is inserted i
buifhas shown in Figure 8b.

ltage.

ircuit
usted
input
1 the

R> should be selected to be neither larger than the nominal input impedance nor less than ten
times the output impedance of the amplifier. R, should be equal to R, divided by 100 or by one-
tenth the minimum open-loop gain, whichever is the smaller.

The resistance of the offset supply should be low enough to ensure insignificant crror due to the
maximum specified offset (or bias) current, compared with the maximum specified offset (or bias)

ltage.

Note. — Where an inverting amplificr is required for use with a non-inverting amplifier, its input impedance shall be at

least ten times the output impedance of the circuit under measurement.
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13.14  Précautions a prendre
Voir le paragraphe 1.2 sur les précautions générales.
13.1.5 Exécution

Brancher le circuit intégré a mesurer dans le circuit de mesure, comme il est indiqué dans la
figure 8a ou dans la figure 8b, page 40.

Régler les tensions d’alimentation aux valeurs spécifiées.
Connecter tous les circuits supplémentaires comme il est spécifié.

Ajuster la tension de compensation de décalage ou de polarisation pour annuler la tension
de sortie (ou pour Pamener a la valeur spécifiée), et lire sa valeur.

fice, et a chaque
ation appropri¢e
ue fois, on notc

te de la tension
e réjection dans
chaque cas.

13.1.6  Conditions spécifiées

inéaire a entrées
hent.
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13.1.4 Precautions to be observed
See Sub-clause 1.2 on general precautions.
13.1.5 Measurement procedure

The integrated circuit is connected in the measurement circuit as shown either in Figures 8a
or 8b, page 41.

The supply voltages are set to the specified values.
Any additional network will be connected as specified.

The voltage of the offset or bias supply is adjusted to bring the output voltage to zero (or
the specified value) and its value noted.

Fach supply voltage is raised in turn by a specified amount, and each ti
is brought back to zero (or the specified value) by an appropriate changé
sufiply voltage whose value is noted in each case.

ltage
bias)

The change in supply voltage is divided by the change in offset\o
gives the rejection ratio in each case.

esult

13.1.6  Ypecified conditions

— |Ambient or reference-point temperatuge.
— [Power supply voltage(s).

— |Output load resistance.

— [Output reference voltage.

— |Nominal input resistd

— [Minimum open-loop\gain.
— |Change o e

Conditions at&

132 M

1321 1

are the kalu€ of the supply voltage rejection ratio of a differential input linear amplifiex
to p change of all supply voltages simultaneously.
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13.2.2  Schéma

Circuit intégré

a mesurer

Sa4

Amplificatedy A

]
%

— Outr — - N — —
: § )
j /7

’ . R(R,
Cst ¢galea —
Ri+ R,

— - Circuit général de mesure.

Circuit

¢ intégré & mesurer est branché dans unc boucle de m
un pont diviscur constitué par les résistances R et Ro. La

lificateur A compare Vo, tension de sortie de Pamplificateur 4 mesurer|
renet Vi La tension Vo doit étre nulle.

L'amplificatcur A doit satisfaire aux exigences indiquécs dans le paragraphg

surc comprenant
tension de sortie
es résistances R

et la tension ce

1.3. De plus, la

résistance R; doit &tre trés supéricure a Rg; e rapport entre Ry ¢t Ro doit étre choisi de telle
fagon que la tension W ne dépasse pas la dynamique de sortic de Pamplificateur A, La pré-
cision de la méthode dépend de la précision sur les valeurs des résistances Ry et Ro.

13.2.4  Précautions a prendre

Voir le paragraphe 1.2 sur les précautions générales; en outre si les variati

ons des tensions

d’alimentation sont également appliquées & amplificateur additionnel A, il est alors nécessaire de
sassurer que le taux de réjection des alimentations de A n’est pas inférieur & celui de Pamplificateur

A mesurer.
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13.2.2  Circuit diagram

Integrated circuit
under measurement

1323

ding
oe of
tches

d the
erencevoltage V. Voltage Vo should be equal to zero.

Amptifier A shouid conformm tothe Tequitements givernr i Sub-ctause -3 additionm; Tesistor
Ry should be much larger than Ro; the ratio between Ry et Ro should be chosen in such a
way that the voltage 11, does not exceed the output voltage swing of amplifier A. The accuracy
of the method depends on the precision of the values of resistors Ry and Ro.

13.2.4 Precautions to be observed

See Sub-clause 1.2 on gencral precautions; in addition, if the changes in the supply voltages
are also applied to the additional amplifier A, then it is necessary to ensure that the supply
voltage rejection ratio of A is not less than that of the amplifier under measurement.
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13.2.5  Exécution
Brancher le circuit intégré dans le circuit de mesurc comme il est indiqué dans la figure 19, page 80.
Régler les tensions d’alimentation aux valeurs spécifiées.

Les interrupteurs Sq, Sy et Sy étant fermés, relier les commutateurs S; et Ss a la terre. Lire la
valeur de la tension 1., soit Vis.

Puis appliquer les variations spécifiées AVec = B| V| aux tensions d’alimentation:

a) dans le sens positif; noter la valeur de la tension 14, soit Vo

b) dans le sens négatif; noter la valeur de la tension I, soit ¥ 10.

Les deux valeurs du taux de réjection des alimentations sont données par:

1 AVeey + AVecp + —— + °C

k = -
VRT Mo— Mg
1 AVeer + AVecz +
kSVRz = 1*( 7
110

. Ro
onk= -———
Ro+ R

Cas ou toutes les
cas ou seule une
s a lcur valeur

fférentiels  [35]

.1 But

Mesurer la valeur de la dynamique de sortie d’un amplificateur linéaire pour I'écrétage maximal.
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13.25

13.2.6

14.

_ 83 —

Measurement procedure

The integrated circuit is connected in the measurement circuit as shown in Figure 19, page 81.

Supply voltages are set to the specified values.

With switches Si, Sz and S4 closed, switches S3 and Ss are connected to earth. The value of

voltage V; is noted; let this be 11s.
Then specified changes AVec = B| Vec| arc applied to supply voltages:

a) in the positive direction, and the value of voltage V1 is noted; let this be Vio;

b) in the negative direction, and the value of voltage ¥, is noted; let this be Vi.10.

Che two values of the supply voltage rejection ratio are given by:

1 AVeer + AVeca + ——+ AVecn

ksvr; = —
SVRL k Vo — Mg

Keon I AVeer + AVeca +——+ Alec
SVRa T k Vito— Vs

A

14.1  Phipose

upply
y one
alues;

To measure the value of the output voltage range of a linear amplifier for maximum clipping.
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14.2  Schéma

84 —

Rf S1
% A
+Ecm Ro R
S -
Ss Ec
Vj Circuit intégré
a mesurer
E
Q B 1 " S4
—Ecm Ro R
Ry S2
—— — — —_
| H2
1 |
T I

AmplificateunA x

S

p€ intégré & mesurer est branché dans une boucle de m
gt un pont diviseur constitué par les résistances Ry et R

L’amplificateur A doit satisfaire aux exigences indiquées dans le paragraphe 1.

N
Yrowm-s et

il

bsure comprenant
. La tension de
t court-circuitées

ine valeur connue

B.

De plus, la résistance Ry doit &tre trés supérieure & Ro. Le rapport entre Ry et Ry doit étre
choisi de telle fagon que la tension 14 ne dépasse pas la dynamique de sortie de amplificateur A.

14.4  Précautions a prendre

\

Voir le paragraphe 1.2 sur les précautions générales; en outre, on doit veiller a éviter les
courants de sortie exagérés du circuit intégré & mesurer, s’il n’y a pas moyen de limiter le courant.

Pour éviter 'erreur due & un courant exagéré traversant la résistance Ry, il est nécessaire

d’avoir R1>R;.
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14.2  Circuit diagram

_ 85 —

, Rf S1
7 [o m—
+Ecm Ro R
LT -
Ss Ec
7 Integrated circuit
under measurement j
E
-9 8 { ] + Sa4 l
—Ecm Ro R |
R [—l S2
—J R
LT
Amplifier A

143 (

IS

<

Avanlifier A _chauld canform ta the reaniremente aiven in Sub.clanse 13
Hiet——5rrodra L o £

runder measurement is inserted in a measuring loop includling an
dee consisting of resistors Re and Ro. The output voltage Vo fis read

ypares Vo, the output voltage of the amplifier under measurement, with alknown
hlue lofithe refevénce voltage k.

oY

In addition, resistor R; should be much larger than Ry. The ratio between Rr and Ro should be
chosen in such a way that voltage V. does not exceed the output voltage swing of amplifier A.

14.4  Precautions to be observed

See Sub-clause 1.2 on general precautions; in addition, care should be taken to avoid excessive
output currents of the integrated circuit under measurement, if it has no means for current limitation.

To avoid error due to excessive current being drawn by resistor R, it is necessary to make

Ri=>R;.
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14.5 Exécution
Brancher le circuit intégré dans le circuit de mesure, comme il est indiqué dans la figure 20, page 84.
Régler les tensions d’alimentation aux valeurs spécifiées.

Les interrupteurs Sy, S2 et S4 étant fermés, le commutateur Ss étant réuni a la terre, relier
le commutateur S; & une tension de référence positive + V& (qui doit étre supérieure & 50%
du domaine de tensions de sortie prévu). Lire la tension de sortie Vo, soit Vor.

Relier ensuite le commutateur S; a une tension de référence égale en valeur absolue mais
négative — k. Lire a nouveau la tension de sortie Vo, soit Voo.

La dynamique de sortie est donnée par:

ol + | Vool

pourvu que | Vo1 | < Wr et | Voz| < Wk

14.6  Conditions spécifiées

— Température ambiante ou température d’un point dé
— Tension(s) d’alimentation.
— Impédance de la source d’entrée.

— Impédance de charge de sortie.

— Tension de référence Vi,

o

¢ réponse (temps de délai, temps de transition, tempg de vacillement
mplificateurs opérationnels, dans des conditions efp petits signaux.
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14.6

15.

15.1
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Measurement procedure

The integrated circuit is connected in the measurement circuit as shown in Figure 20, page 85.

Supply voltages are set to the specified values.

With switches S1, S» and Sa closed, switch Ss is connected to earth, switch Sz is connected to a
positive reference voltage + V& (which should be greater than 50% of the expected output voltage

range) and the output voltage Vo is noted; let this be Vo;.

Switch S; is then connected to an equal negative reference voltage — V& and the output

voltage Vo is again noted; let this be Voo.

The output voltage range is given by:

[ Vo1l + | Voz|

prpvided that | Vo1 | < Vk and | Vo2 | < W

Specified conditions

—|{ Ambient or reference-point temperature.
—{ Power supply voltage(s).

— Input source impedance.

—| Output load impedance. '
— Reference voltage k.

—1{ Conditions at other terminals.

— Additional networks, where approp

Rekponse times

Purpose Q

To measure

refponse timé) érs under small-signal conditions.

esporise times (delay time, slope time, ripple time, and

total


https://iecnorm.com/api/?name=356e551f6f37ab09e631de759e671f95

88 —

152 Schéma
-0
| —
1 I
R>
Tensions d'alimentation
Vers un appareil de mesure
de temps
R
As Sortie o
i \
— C
R ] R3
Charge
Tension de
G compensation
Il de décalage

rence

iguration de gain

c la capacité aux
i est négligeable
Ry et R, doivent

étre respectivement beaucoup plus grandes que la résistance de sortie R, du générateur d’impulsions

et que la résistance de sortie du circuit intégré. La valeur de R; est égale a

Ky X .
———— Pour les ampli-
Ri+R, P

ficateurs ayant des bornes séparées pour annulation de la tension de décalage, les instructions
du fabricant relatives a la compensation de décalage doivent &tre suivies.

Tout réseau de compensation de phase devant étre utilisé avec 'amplificateur doit étre connecté.

Le condensateur C doit présenter une impédance négligeable, a la fréquence de répétition de

I'impulsion, devant la valeur des résistances R; et Ra.

La durée de 'impulsion doit étre longue comparée au temps de réponse total de lamplificateur.
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152 Circuit diagram

153

th
w
bd

or R, and feedback resistor R, are equal.

ynity, those resistors are such that:

R2 V;)
—2=T g,
R, V

very much greater respectively than the output resistance Ry of the pulse generator a

-O
| —
T
R2
Supply voltages
To time measuring
instrument
R1
—_ 1 -
Aq Cutput °
S 3 /\
oA
G Offset supply AN
ﬂ_<> voltagé \)
Reference

A CTOSS

hould
hd the

output resistance of the integrated circuit. The value of R3 is equal to

1
Ri+ R,

Rz . For amplifiers with

separate null offset terminal(s), the manufacturer’s instructions for offset compensation should
be followed.

Any phase compensation network to be used with the amplifier shall be connected.

Capacitor C shall offer a negligible impedance at the pulse repetition frequency compare

the value of resistors Ry and R,.

The pulse duration should be long compared with the total response time of the amplifier.

d with
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90 -

Les temps de montée et de descente du générateur d’impulsions doivent étre négligeables

devant le temps de délai du circuit intégré cn mesure.

Il faut prendre soin de s’assurcr que adaptation du générateur d’impulsions est correcte.

Précautions d observer

L’amplitude du signal de sortie doit &tre suffisamment faible pour que les temps de transition

ne soient pas limités par la pente maximale de la tension de sortie, c’est-a-dire que les conditions
en petits signaux soient applicables.

155

EXxecution

fiée.

ins la figure 21,
juster la tension
 z&éro (ou 4 une

ilsions spécifices
t (voir le para-

sition, temps de

¢4 sur I'impulsion

¢ dans Pexemple

rtie xe e

100%}—¢ ; 7 A4 K:__—/_’““
90% F=f==p====Nem=f e A e — oo
1C%
0
ty ¢ Lip

tiot

Fi1G. 22. — Exemple de temps de réponse.
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15.4

15.5

e 9]

The pulse generator rise and fall times shall be negligible in comparison with the delay time
of the integrated circuit being measured.

Care should be taken to ensure correct termination of the pulse generator.

Precautions to be observed

The output signal amplitude shall be sufficiently small for the slope times not to be limited by
the maximum available rate of change of output voltage, i.e. small-signal conditions apply.

Mieasurement procedure

[The ambient or reference point temperature is set to the specified valye

THe supply voliages are set to their specified values, when appropriate:
is hdjusted to bring the output voltage to zero (or to a specifi

The pulse generator is set to give the specified pulse litude

is hdjusted so that small-signal conditions apply (s

©) can
scope,

10%

td tr trip

ttot

F1G. 22. — Example of response times.
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15.6  Conditions spécifiées

— Température ambiante ou température d’un point de référence.
— Tensions d’alimentation.

— Valeur des résistances Ry et Ro.

— Charge de sortie; résistances et inductance et/ou capacité; la valeur de la capacité doit
inclure les capacités parasites et la capacité d’entrée de Pappareil de mesure du temps.

— Tension de sortie initiale, si elle est différente de zéro.
— Valeur de &.

— Conditions de I'impulsion: fréquence, durée, temps de transition.

Conditione o autroc bhornoo
e & 2t 15~

— Réseau(x) additionnel(s), détails du réscau de compensation (de la tension
réseau de compensation de phase, §'l y a licu.

2. Coefficient de régulation en fonction de la tension d’entrée et coefficient de stabi

e décalage ct du

DISPOSITIES

illations parasites.

lle aux fréquences

sures doivent étre
est recommandée

lcs. Cela s’applique

cde une sensibilité
bnvenable est celle
aute stabilité pré-
e, de préférence a

1isation en fonction

——dc Tatensiomtentrée 1

2.1 But

Déterminer le coefficient de régulation en fonction de la tension d’entrée

et le coefficient de

stabilisation en fonction de la tension d’entrée, en faisant varier la tension continue d’entréc et

en notant la variation correspondante de la tension de sortie.

2.2 Schéma

Lc schéma est donné par la figure 23, page 94.
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15.6  Specified conditions

— Ambient or reference-point temperature.
— Supply voltages.

— Value of resistors R; and Ra.

— Output load; resistances and inductance and/or capacitance; the value of the capacitance should

include stray capacitance and input capacitance of the time measuring instrument.
— Initial output voltage, if different from zero.
— Value of &.

— Pulse conditions: frequency, duration, slope time.
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—| Additional network(s), details of offset voltage compensation network a hase cempén
network, where appropriate.

SECTION TWO — VOLTAGE REGULATORS, EXC
(SINGLE-PORT) DE

1. Gengral precautions

— All measur
and dynamij

2. Inplrt fegulation coefficient and input stabilization coefficient  [12]

bation

occur.
in the

e in a
pulse

static

ve an
hod is
erence
erably

2.1  Purpose

To determine the input regulation coefficient and the input stabilization coefficient by changing

the d.c. input voltage and noting the corresponding output voltage change.

2.2 Circuit diagram

The circuit diagram is given in Figure 23, page 95.
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94 —

2.3 Description et exigences du circuit

Le circuit doit étre capable de fournir au dispositif en mesure la tension continue d’entrée,
ainsi que les moyens de mesurer la tension continue de sortic résultante. De plus, le circuit
doit posséder les réseaux nécessaires & connecter au dispositif en mesure.

2.4 Précautions d prendre

Les valeurs limites pour la tension d’entrée ¥ et la différence entre la tension d’entrée I et la
tension de sortie Vo ne doivent pas étre dépassées.

Réseau de
charge 1

~ /, °
Si1 ,(Lbi /\(;‘é\sﬁ m Cir\cuit intégré 82 i ° Réseau de |
>\/ \\j/ a mesurer a3 O charge 2
CT ]c (note) \/
G
It

. Filtre efficace

\\\
\\
olb
(\ ® F ofp Iy
o—- /O——"‘—‘
Qu2 Vo ¥ aof San
v Source d'impulsion
Y Vo CN) de courant
Oscilloscope

2

QIR t'réssau supplgmentaire nécessaire pour limiter le courant de sortie et/ou pour ajuyster la tension de sortic.

Voltmétre

]
2

[®]

Fic. 23. — Circuit de mesure.

stire les commutateurs Sq1, S12, S2, S3, S41 et Sz dans la position a.
mener le dispositif en mesure a la température spécifiée et lui connecter les réseaux specifiés.
Ajuster la tension continuc dentrée A la valeur V, puis lappliquer & Idqntrée du dispositif
en mesure.

Noter la tension de sortie correspondante Vo ou I'ajuster a la valeur spécifiée, suivant le cas.

Modifier la tension continue d’entrée de la valeur AW requise et noter la variation correspondante
en sortie Alp.

Le coefficient de régulation en fonction de la tension d’entrée est donné par:
AV
Vo
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